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Akademicky senat FEI STU prerokoval ndvrh na zmenu garantov SP Aplikovana elektrotechnika,
SP Meracia technika a HVK v SO 5.2.54 Meracia technika.



Zdovodnenie

Vzhladom na ukoncenie pracovného pomeru prof. h.c. prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.
ako zamestnanca STU ku dfiu 28.2.2019 poziadal dha 1.3.2019 riaditel UE prof. Ing. Viktor
Smiesko, PhD. dekana FEI STU o zmenu garantov nasledovne:

1. InZinierske $tadium SP Aplikovana elektrotechnika:
prof. Ing. René Hartansky, PhD. — garant
2. Doktorandské $tudium SP Meracia technika:
prof. Ing. René Hartansky, PhD. — garant
doc. Ing. Mikulas Bittera, PhD. — spolugarant
doc. Ing. Martin Tomaska, PhD. — spolugarant
3. Habilitaéné a vymenuvacie konanie v SO 5.2.54 Meracia technika
prof. Ing. René Hartansky, PhD. — garant
doc. Ing. Mikulas Bittera, PhD. — spolugarant

doc. Ing. Martin Tomaska, PhD. — spolugarant

V prilohe s uvedené formulare kziadosti o vyjadrenie o sposobilosti vysokej skoly
uskutoériovat s$tudijny program, resp. uskutoériovat habilitaéné konanie a konanie na
vymenuvanie profesorov, odporucéané studijné plany studijnych programov a vedecko-
pedagogické charakteristiky garanta a spolugarantov.



Priloha ¢. 1 k nariadeniu viddy & 104/2003 Z. z.

Formular k ziadosti o vyjadrenie o spdsobilosti vysokej Skoly uskutoctiovat’ Studijny program
opraviiujici udelit’ jeho absolventom akademicky titul

1. Zakladné informacie

L1 Vysoka Skola Slovenskd technickd univerzita v Bratislave
1.2 Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
1.3 Miesto poskytovania §tudijného sidlo
programu
L4 Cislo a nizov Studijného odboru 3973 a 2675 | Meranie — Elektrotechnika (vedlajsi Studijny odbor) 60:40
L5 Nazov Studijného programu Aplikovana elektrotechnika
1.6 Stupen vysokoskolského $tudia druhy
1.7 Pocet kreditov potrebnych na riadne skoncenie $tudia prislu$ného $tudijného programu 120
1.8 Minimalny pocet hodin vyucby (Ien v zdravotnickych $tudijnych odboroch) -
L9 Celkovy pocet hodin odbornej praxe 0
1.10 Forma stadia | denna ano externa nie
Denna forma §tadia Externa forma studia
L.11 Standardna dlZka §tadia 2
1.12 Platnost priznaného prﬁva do ng égsového Obmgdzgnig
1.13 Identifikaény kod Studijného programu 104356 / 104355
L.14 Jazyk, v ktorom sa ma Studijny program uskutociovat’ | 7 slovensky jazvk 1.
2. anglicky jazyk 2.
1.15 Udel’ovany akademicky titul InZinier (Ing.)
1.16 Profesijne orientovany Studijny program | nie 1.17 Spolo¢ny $tudijny program | ano
L18 Typ Ziadosti zmena v poskytovani §tudijné¢ho programu

I1. Podklady na vyhodnotenie plnenia jednotlivych Kkritérii akreditacie

Uroven vyskumnej ¢innosti alebo umeleckej ¢innosti

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-A1

I1.1 Vysledok hodnotenia vyskumnej ¢innosti alebo umeleckej ¢innosti, do ktorej patri

Studijny odbor

I1.2 NajvyznamnejSie publikované vedecké prace alebo umelecké price v prisluSnom studijnom odbore s uvedenim kategorie
vystupu. Maximilne piit’ vystupov.

1.

2.

3.

4.

5.

I1.3 NajvyznamnejSie publikované vedecké prace alebo umelecké priace za poslednych Sest’ rokov v prislusnom studijnom odbore
s uvedenim kategorie vystupu. Maximilne pit’ vystupov.

1.

2.

3.

4.

5.

I1.4 Najvyznamnejsie ziskané a uspesne rieSené vyskumné projekty za poslednych Sest’ rokov v prisluSnom $tudijnom odbore
s vyznac¢enim medzinarodnych projektov. Maximalne piit’ projektov.

1.

2.

3.

4.

5.

IL.S Vystupy v prislusnom $tudijnom odbore s najvyznamnejsimi ohlasmi a prehl’ad ohlasov na tieto vystupy. Maximilne piit’
vystupov a desat’ najvyznammnejSich ohlasov na jeden vystup.

1.

2

3.

4.

5

I1.6 NajvyznamnejSie uznanie vedeckych vystupov alebo umeleckych vystupov v studijnom odbore, v ktorom sa uskutociuje

Studijny program.

I1. 7 Komentar vysokej Skoly k plneniu kritéria




Priestorové, materialne, technické a informaé¢né zabezpecenie Studijného programu

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-A2

11.8 Spésob zabezpecenia kniZni¢nych sluZieb v mieste uskutociiovania Studijného programu

11.9 Informacie o materialnom a technickom zabezpeceni $tudijného programu

11.10 Informicie o priestorovom zabezpeceni §tudijného programu

11.11 Informacie o informacnom zabezpeceni Studijného programu

11.12 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Personailne zabezpecenie

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-A3

11.13 Datum, ku ktorému su udaje platné

| 1.4.2019

11.14 Pocet a Struktara oséb, ktoré majia zabezpecovat’ Studijny program

Fyzicky pocet Prepocitany pocet Z toho na
Funkcia alebo zaradenie fyzickej osoby Z toho Z toho us?fvmovel,ly
. . . . tyZdenny
mimoriadnych mimoriadnych P
pracovny ¢as
Profesor ¢ 2 0 2 0 2
Docent ,» 6 55 5
Z toho Z toho
s vysokoskolskym s vysokoskolskym
vzdelanim tretieho vzdelanim tretieho
stupiia stupna
Hostujuci profesor .3 0 0 0 0 0
Odborny asistent .4 ] ] ] ] ]
Asistent ,s 0 0 0 0 0
Lektor . 0 0 0 0 0
Vysokoskolski uéitelia spolul ;7—r1r2:r3+r4rser6 9 9 835 85 8
Vyskumny pracovnik s 7 7 6,2 6,2 6
Zamestnanci v pracovnom pomere spolu 16 16 14,7 14,7 14
r9=r7+r8§
Denny doktorand ;1o - 0 -
Zamestnanci, mimo pracovného pomeru ;1 0 0 0 0 0
Spolu ;13-r9+r10+r11 16 16 ]4, 7 ]4, 7 14
I1.15 Podet Studentov Studijného programu v dennej forme §tadia: /0 v externej forme $tadia: 0 spolu: 10
11.16 Pomer po¢tu Studentov Studijného v dennej forme ¥tadia: 0,68 v externej forme $tadia: 0 spolu: 0,68
programu a prepocitaného poétu
zamestnancov s vysoko§kolskym vzdelanim
tretieho stupia
11.17 Zoznam vSetkych fyzickych osob, ktoré zabezpecuji povinné a povinne volite’né predmety $tudijného programu
Nazov predmetu Priezvisko a meno Funkcia Kvalifikicia Pracovny Typ Jadro
aviizok vzdelavacej SO
Cinnosti dno/nie
1. Analyza a syntéza .. , ,
yea @A) Usdk Elemir 2D 21 100 P,C dno
elektrickych obvodov 2
2. Cislicové spracovanie . ,
T P Kovac Karol 2D 21 50 P C ano
signdlov
3. Diplomovd prdca Hartansky René 1P 11 100 X ano
4. Diplomovy projekt 1 Hartansky René 1P 11 100 X ano
5. Diplomovy projekt 2 Hartansky René 1P 11 100 X ano
6. Diplomovy projekt 3 Hartansky René 1P 11 100 X ano
7. Distribuované meracie . ) ,
) Smiesko Viktor 114 11 100 PC ano
systemy
8. Menice elektrickej . , |
SN A ef Hartansky René P 11 100 P o
& Py Halgos Jén 6V 31 100 PC
zdroje




9. Mikroprocesorovd Bittera Mikulas 2D 21 100 P dno
technika 2 Kamensky Miroslav 114 21 20 PC
10. Projekt Bittera Mikulas 2D 21 100 X ano
;pi’;{‘;"v‘f’;:]’;;fgsgl’;; Bittera Mikulds 2D 21 100 p.C dno
12. Technickd diagnostika Kovac Karol 2D 21 20 pC ano
Kamensky Miroslav 1% 21 20 C
13. Vysokofrekvencnd Hartansky René P 11 100 PC dno
technika
Povinne volitel'né predmety
14. Aplikovany Usdk Elemir 2D 21 100 P C .
magnetizmus Soka Martin 6V 31 100 C ano
15. Elektromagnetické Janéarik Viadimir 2D 21 100 pC | dno
prvky a systémy
Dosoudil Rastislav 2D 21 100 P C
16. Moderné materidly pre | Soka Martin 1% 31 100 C ,
elektrotechniku Usdkova Marianna 114 31 100 C ano
Cervenovd Jozefa 2D 21 100 C
17. Navrh meracich Hartansky René 1P 11 100 P C ,
systémoy Hallon Jozef 6V 31 100 P C ano
18. Pocztacqve , Cervenova Jozefa 2D 21 100 rC ano
modelovanie poli
19. Pocitacové videnie Bittera Mikulds 2D 21 100 P ano
Grman Jan 114 31 100 P C
20. Telemetria a prenos Farkas Peter 1P 10 100 P ,
idajov Raliis Martin 30 31 100 pC ano
21. Tedria meracich Kovaé Karol 2D 21 100 P C ,
Systémov Bittera Mikulds 2D 21 100 PC ano
I1.18 Minimialna podmienka personilneho zabezpecenia §tudijného programu
Prvy profesor alebo docent
Priezvisko a meno Janéarik Viadimir | Tituly | doc. Ing. PhD.
Studijny odbor (funkcia) Teoreticka elektrotechnika (docent)
Studijny odbor (titul - Rokudelenia | _
profesor)
Studijny odbor (titul docent) | Teoretickd elektrotechnika Rokudelenia | 2007

Velkost pracovného uviizku

100

Posobenie v tejto pozicii v d’alSich Studijnych programoch

104389/104390/104391/104392—
Teoretickd elektrotechnika (3. stupen)

Druhy profesor alebo docent

Priezvisko a meno Hartansky René | Tituly | prof. Ing. PhD.
Studijny odbor (funkcia) Meracia technika (profesor)

Studijny odbor (titul Meracia technika Rokudelenia | 20]6

profesor)

Studijny odbor (titul docent) Meracia technika Rokudelenia | 2009

Velkost pracovného uviizku

100

Posobenie v tejto pozicii v d’alSich Studijnych programoch

(1. stupen)

104417/104418 —Elektrotechnika

104351/104352/104353/104354—
Meracia technika (3. stuperni)

Treti profesor alebo docent

Priezvisko a meno Bittera Mikulds | Tituly | doc. Ing. PhD.
Studijny odbor (funkcia) Meracia technika (docent)

Studijny odbor (titul - Rokudelenia | _

profesor)

Studijny odbor (titul docent) Meracia technika Rokudelenia | 20]2

Velkost pracovného uviizku

100

Posobenie v tejto pozicii v d’alSich Studijnych programoch

(1. stupen)

104417/104418 —Elektrotechnika

104351/104352/104353/104354—




| Meracia technika (3. stuperni)

11.19 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Z vyplnenych tidajov vyplyva, Ze pocet a kvalifikdcia pracovnikov, ktori zabezpecuji pedagogicky proces

v existujiicom Studijnom programe Aplikovand elektrotechnika, splia poziadavky pre druhy stupen
vysokoskolského studia. Vicsinu povinnych ako aj povinne volitelnych predmetov zabezpecuji osoby
zamestnané na FEI STU na ustanoveny tyZdenny pracovny cas s vynimkou troch pracovnikov, ktori sii
zamestnani na ciastocny pracovny uvdzok. Minimdine traja menovani vysokoskolski ucitelia - docenti s vekom
do 52 rokov - sa podielajit na uskutociovani tohto studijného programu. Predndsky vsetkych povinnych a
povinne volitelnych predmetov st zabezpecované profesormi alebo docentmi, pricom odborni asistenti mozu
predndsat len vybrané kapitoly pod vedenim prislusnych profesorov resp. docentov. Kvalita vzdeldvacieho
procesu sa teda moze plynulo a trvalo udrZiavat a zdrovern sa zabezpeci rozvoj studijného programu Aplikovand
elektrotechnika na FEI STU aj v budiicnosti.

Pozn. KedZe ide o Studijny program, ktory existuje len dva roky a je bez predchddzajiicej historie, pocet
Studentov je nizky. Vzhladom na aktudlny pocet Studentov na SP 1. stupiia Elektrotechnika predpokladdme
pocet Studentov na jeden akademicky rok asi 40.

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-A4

11.20 Pocet zaverecnych pric v studijnom programe za akademicky rok | Pocet |

11.21 Pocet vedicich zavereénych prac v §tudijnom programe

11.22 Celkovy pocet zaverecnych prac vedenych vedicimi zaverecnych pric v IL.21

11.23 Zoznam veducich zavereénych prac/Skolitel’ov doktorandov

Odbornik | . | Celkovy pocet vedenych
Priezvisko a meno Kvalifikicia Z praxe PE:;;ZII?I 2135:: zaveretnych pric
ano/nie 2015/16 2016/17
1.
2.

11.24 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-AS

11.25 Pravidla vytvarania skiSobnych komisii na vykonanie $tatnych skiaSok

11.26 Pocet skasobnych komisii na vykonanie $tiatnych skiaSok v priemere v $tudijnom programe v jednom -
akademickom roku

11.27 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-A6

11.28 Informicie o garantovi Studijného programu

Priezvisko a meno Hartansky René Tituly | prof. Ing. PhD.
Roknarodenia 1969

Studijny odbor (funkcia) Meracia technika (profesor)

Studijny odbor (titul Meracia technika Rokudelenia | 20]6

profesor)

Studijny odbor (titul docent) Meracia technika Rokudelenia | 2009

Velkost pracovného uviizku 100%

Garantuje §tudijny program na inej vysokej Skole nie
Pracuje pre in vysoku $kolu v pozicii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vediceho zamestnanca vysokej nie

$koly alebo vediiceho zamestnanca fakulty alebo vykonava obdobnti pricu pre vysoki §kolu v zahranici

11.29 Informicie o spolugarantovi §tudijného programu

Priezvisko a meno Tituly |

Rok narodenia

Studijny odbor (funkcia)

Studijny odbor (titul Rokudelenia

profesor)

Studijny odbor (titul docent) Rok udelenia

Velkost pracovného uviizku

Garantuje §tudijny program na inej vysokej Skole ano/nie
Pracuje pre in vysoku $kolu v pozicii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vediceho zamestnanca vysokej ano/nie
$koly alebo vediiceho zamestnanca fakulty alebo vykonava obdobnti pricu pre vysoki §kolu v zahranici

11.30 Informicie o spolugarantovi §tudijného programu

Priezvisko a meno Tituly |
Rok narodenia

Studijny odbor (funkcia)

Studijny odbor (titul | Rokudelenia |




profesor)

Studijny odbor (titul docent) Rok udelenia

Velkost pracovného uviizku

Garantuje §tudijny program na inej vysokej Skole ano/nie
Pracuje pre in vysoku $kolu v pozicii rektora, prorektora, dekana, prodekana, veduceho zamestnanca verejnej ano/nie
vysokej Skoly, vediiceho zamestnanca fakulty alebo vykoniava obdobnii pracu pre vysoki §kolu v zahranici

11.31 PoZiadavky aplikované pri vyberovom konani na funk¢né miesta profesorov a docentov

Garant musi spliat podmienky dané Kritériami akreditdcie Studijnych programov vysokoskolského
vzdeldvania.

Garant inZinierskeho Studijného programu moze byt vysokoskolsky ucitel’ zaradeny na funkcnom mieste
profesora v danom alebo pribuznom Studijnom odbore. Pri posudzovani navrhovaného garanta sa berie do
wvahy predpoklad jeho skutocnej zodpovednosti za Studijny program, teda ¢i md mozZnost ovplyviiovat kvalitu
uskutociiovania Studijného programu a jeho dalsi rozvoj. Hodnoti sa jeho kompetentnost, teda ci jeho
pedagogicky a vedecky profil a vysledky zarucuji odbornu kvalitu a jeho mozZnd angaZovanost a aktivita pri
garantovani Studijného programu. Vyhodnocuje sa jeho mozny vplyv na obsah informacnych listov predmetov,
podiel na organizovani a uskutociiovani vyskumnej cinnosti pracoviska suvisiacej s obsahom studijného
programu, publikacna a vyskumnd cinnost za predchddzajicich pdt rokov, z pohladu rozvoju Studijného
programu, ktory md garantovat. Garant 2. stupita musi splnat aktudlne kritéria fakulty pre profesora.

Pri posudzovani navrhovaného garanta Studijného programu sa s ohladom na § 77 ods. 6 zdkona berie do
uvahy af jeho vek. PoZaduje sa, aby garant bol pre garantovanie 2.stupna Studia vysokoskolsky ucitel’vo funkcii
profesora. V sulade s pravidlami pre akreditdciu méze byt na FEI STU v pripade 2. stupiia garantom
mimoriadny profesor, ale len ak v case akreditdacie bol ministrovi predloZeny ndvrh na jeho vymenovanie za
profesora.

Konkrétne poZiadavky pri vyberovom konani na funkcné miesta docentov a profesorov na FEI STU zahrnaji
poziadavky na vedecko-pedagogicky titul v danom alebo pribuznom studijnom odbore, dizku praxe, jazykové
znalosti, preukdzanie publikacnej innosti a grantovej tispesnosti v danom odbore a schopnost vyucovat
pozZadované predmety Studijnych programov, kde ma dany ¢lovek pésobit.

11.32 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Garant pre Studijny program Aplikovana elektrotechnika prof. Ing. René Hartansky, PhD. spliia vietky
menované podmienky, ktoré sa hodnotia pri navrhu garanta studijného programu druhého stupna v odbore
Elektrotechnika.

Prof. Hartansky je na FEI STU zaradeny na funkénom mieste profesora v Studijnom odbore Meracia technika,
¢o je pribuzny odbor studijnych odborov Meranie aj Meracia technika. Navrhovany garant md ako profesor na
Ustave elektrotechniky v sicinnosti s vedenim Ustavu elektrotechniky redine moznosti ovplyviiovat ipravu
informacnych listov jednotlivych predmetov, ¢im sa ovphywvituje kvalita ako aj rozvoj daného Studijného
programu. Je teda mozné konstatovat, Ze garant $tidia je zodpovedny za kvalitu a rozvoj predkladaného
Studijného programu. Takisto publikacnd Cinnost a grantovd aktivita navrhovaného garanta jednoznacne
preukazuje, Ze svojim vyskumnym ale aj pedagogickym pésobenim bude moct pomdhat rozvoju Studijného
programu, ktory md garantovat.

Zdroveit mozno konstatovat, Ze navrhovany garant predkladaného Studijného programu nepésobi na inej
vysokej Skole a jeho pracovny cas neprekracuje 69 hodin pracovného casu za tyzden. Takisto vek garanta - 50
rokov ddva pozitivne predpoklady tispesného rozvoja daného Studijného programu aj v budiicnosti.

Obsah $tudijného programu

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B1

11.33 Struktura $tudijného programu z pohl’adu kreditov

11.33a Celkovy pocet kreditov potrebnych na riadne skonéenie §tadia

11.33b Pocet kreditov za povinné predmety, ktory je potrebné ziskat’ na riadne skoncenie
Stadia

I1.33¢ Pocet kreditov za povinne volitel'né predmety

11.33d Celkovy pocet kreditov za jadro studijného odboru

11.33e Pocet kreditov za spolo¢ny zaklad a za prisluSny
predmet, akide o ucitel’sky $tudijny program (v
kombinacii), alebo za prislusny jazyk, v pripade
Studijnych programov v $tudijnom odbore
prekladatel’stvo a tlmo¢nictvo (v kombinacii)

11.34 Charakteristika predmetov §tudijného planu z pohl’adu opisu S$tudijného odboru

11.35 Profil absolventa

11.36 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B2




11.37 Pocet kreditov za prax Studentov v reilnej prevadzke

11.38 Splnenie charakteristiky §tudijného programu

11.39 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B3

11.40 Zdovodnenie §tandardnej dizky §tadia

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B4

11.41 Zdovodnenie spojenia prvého a druhého stupiia vysokoskolského $tiadia do jedného celku

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-BS

11.42 Pocet kreditov za zaverecnu pracu, vratane obhajoby

11.43 Ciele a organizicia Ziaverecnej prace vratane obhajoby

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B6

11.44 Nazov §tudijného programu obsahuje spojenie ,,inZinierstvo, inZiniersky*

11.45 Udelovany akademicky titul je inZinier (v skratke Ing.) alebo inZinier architekt (v skratke Ing. arch.)

11.46 Pocet kreditov za projektovii pracu — celkovo

- Zaverecna praca - Praca na projektoch v ramci ostatnych predmetov

- Odborna prax

11.47 Podiel kreditov, ktoré sa ziskavaji za pracu na projektoch, na celkovom pocte kreditov potrebnych na

riadne skon¢enie Stadia

11.48 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B7

11.49 Nazov Studijného programu obsahuje slovo umenie alebo od neho odvodeny nazov

I1.50 Udel'ovany akademicky titul je magister umenia (v skratke Mgr. art.) alebo doktor umenia (v skratke

ArtD)

I1.51 Pocet kreditov ziskanych za umelecké vykony - celkovo

z toho za zavereénu
pricu

11.52 Podiel kreditov ziskanych za umelecké vykony na celkovom pocte kreditov potrebnych na riadne

skoncenie Stadia

11.53 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Poziadavky na uchadzacov a sposob ich vyberu

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-BS

11.54 Spésob prijimania na §tudium

11.55 DalSie podmienky prijatia na §tadium

I1.56 Selektivnost’ podmienok prijatia

Denna forma

Akademicky rok Pocet podanych prihlasok Pocet prijatych Pocet zapisanych
R/R+1
R+1/R+2
Externa forma
Akademicky rok Pocet podanych prihlasok Pocet prijatych Pocet zapisanych
R/R+1
R+1/R+2
Poziadavky na absolvovanie Studia
Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B9
11.57 Aplikovanie systémmu vimitorného zabezpecovania kvality
11.58 Struktura poZiadaviek na riadne skoncenie Stadia
11.59 Uspesnost’ studia
Denni R/R+1 R+1/R+2 R+2/R+3 R+3/R+4 R+4/R+5 R+5/R+6

Novoprijati

Absolventi




Externi R/R+1 R+1/R+2 R+2/R+3 R+3/R+4 R+4/R+5 R+5/R+6
Novoprijati
Absolventi
11.60 RozloZenie hodnotenia zaverecnych pric
Pocet Studentov v dennej forme studia so zodpovedajiucim hodnotenim v prisluSnom akademickom roku
Hodnotenie R/R+1 R+1/R+2 R+2/R+3 R+3/R+4 R+4/R+5 R+5/R+6
A
B
C
D
E
FX
Pocet Studentov v externej forme $tidia so zodpovedajicim hodnotenim v prislusnom akademickom roku
Hodnotenie R/R+1 R+1/R+2 R+2/R+3 R+3/R+4 R+4/R+5 R+5/R+6
A
B
C
D
E
FX
11.61 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria
Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B10
11.62 Komentar vysokej $koly k plneniu kritéria
Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B11
11.63 Uplatnenie absolventov
IIL. Spolu s formulirom sa predkladaju nasledujice doklady

Pocet

II1.1 Vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické charakteristiky profesorov a docentov péosobiacich ]
v §tudijnom programe (kritérium KSP-A3)
I11.2 Vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické charakteristiky $kolitel'ov v doktorandskom $tudiu -
(kritérium KSP-A4)
I11.3 Zoznam veducich zavereénych prac a tém zavereénych prac za obdobie dvoch rokov (kritérium KSP-A4) -
111.4 ZloZenie skasobnych komisii na vykonanie Statnych skaSok v §tudijnom programe za posledné dva roky -
(kritérium KSP-AS)
II1.5 Kritéria na obsadzovanie funkcii profesor a docent (kritérium KSP-A6) -
I11.6 Odporucany §tudijny plan (kritérium KSP-B1) ]
I11.7 Dohoda spolupracujucich vysokych §kol (kritérium KSP-B1) -
I11.8 Informacné listy predmetov (kritérium KSP-B2) ]

I11.9 Pozadované schopnosti a predpoklady uchadzaca o $tadium $tudijného programu (kritérium KSP-BS)

I11.10 Pravidla na schval’ovanie Skolitel’ov v doktorandskom §tudijnom programe (kritérium KSP-B9)

I11.11 Stanovisko alebo stihlas prislusnej autority k Studijnémmu programu (kritérium KSP-B10)

I11.12 Zoznam dokumentov predloZenych ako priloha k Ziadosti




111.6 Odporucany Studijny plan (kritérium KSP-B1)

InZiniersky $tudijny program APLIKOVANA ELEKTROTECHNIKA

1. rocnik — 1. semester (zimny):

preIZI(::\letu Nazov predmetu -D:p Kredity ':(I')yzzsc;in:_\(/: Predmet zabezpecuje
[-ASEO2 [Analyza a syntéza el. obvodov 2 PP 6 2-2s E. Usak
|-CSSE Cislicové spracovanie signalov PP 6 2-2s K. Kovac
I-DMS Distribuované meracie systémy PP 6 2-2s |V.Smiesko
[-MIP2 Mikroprocesorova technika 2 PP 6 2-2s M. Bittera
[-PROJ Projekt PP 6 0-2z M. Bittera
Spolu: 30
1. rocnik — 2. semester (letny):
X Tyzdenny
Kod Nazov predmetu Typ Kredity | rozsah P- |Predmet zabezpeduje
predmetu Pr. c
I-DP1-AE |Diplomovy projekt 1 PP 6 0-2kz |R. Hartansky
I-TD Technicka diagnostika PP 6 2-2s K. Kovac
[-VFT Vysokofrekvencna technika PP 6 2-2s R. Hartansky
Povinne volitelny predmet A PVvP 6 2-2s
Vyberovy predmet vP 6 2-2s
Spolu: 30
Povinne volitelné predmety A
Kéd ] Typ .| Tyzdenny . .
oredmetu Nazov predmetu Pr. Kredity rozsah P-C Predmet zabezpecuje
-MME | Moderme materidly pre PVP| 6 225 |R. Dosoudil
elektrotechniku
-PMP Pocitacové modelovanie poli PVP 6 2-2s  |J. Cerveniova
I-PVID Pocitacové videnie PVP 6 2-2s M. Bittera
[-TPU Telemetria a prenos Udajov PVP 6 2-2s P. Farkas




2. ro¢nik — 3. semester (zimny):

Kéd ] Typ .| Tyzdenny . .
oredmetu Nazov predmetu Pr. Kredity rozsah P-C Predmet zabezpecuje
[-DP2-AE |Diplomovy projekt 2 PP 6 0-2kz |R.Hartansky
-MEENZ | Menice elektrickej energie PP| 6 2-2s  |R. Hartansky

a napajacie zdroje
I-SPAE Spolocenskeé pravne aspekty v PP 6 P M. Bittera

elektrotechnike

Povinne volitelny predmet B PVvP 6 2-2s

Vyberovy predmet vP 6 2-2s

Spolu: 30

Povinne volitelné predmety B

preIZI(::\letu Nazov predmetu -D:p Kredity ':(I')yzzsc;in:_\(/: Predmet zabezpecuje
I-AMAG |Aplikovany magnetizmus PVP 6 2-2s E. Usak

Elekt tické k
I-EPS ektromagneticke PVl pvp | 6 225 |V.lJan&arik

a systemy
I-NMS Navrh meracich systémov PVP 6 2-2s R. Hartansky
[-TMS Tedria meracich systémov PVP 6 2-2s K. Kovac

2. rocnik — 4. semester (letny):

preIZI(::\letu Nazov predmetu -D:p Kredity ':(I')yzzsc;in:_\(/: Predmet zabezpecuje
I-DP3-AE |Diplomova zaveredna praca PP 10 0-2s R. Hartansky
[-DZP-AE |Diplomovy projekt 3 PP 10 0-2kz |R.Hartansky
I-SSP-AE | Statna skiska z predmetu PP 10 2/sems |R. Hartansky

Spolu: 30




Priloha ¢. 1 k nariadeniu viddy & 104/2003 Z. z.

Formular k ziadosti o vyjadrenie o spdsobilosti vysokej Skoly uskutoctiovat’ Studijny program
opraviiujici udelit’ jeho absolventom akademicky titul

1. Zakladné informacie

L1 Vysoki Skola Slovenskd technickd univerzita v Bratislave
1.2 Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky
1.3 Miesto poskytovania §tudijného sidlo
programu
L4 Cislo a nazov §tudijného odboru 3971 | Meracia technika
LS Nazov §tudijného programm Meracia technika
1.6 Stupen vysokoskolského $tudia treti
1.7 Pocet kreditov potrebnych na riadne skoncenie $tudia prislu$ného $tudijného programu 180
1.8 Minimalny pocet hodin vyucby (Ien v zdravotnickych $tudijnych odboroch) -
L9 Celkovy pocet hodin odbornej praxe 0
1.10 Forma stadia | denna ano externa ano
Denna forma §tadia Externa forma studia
L.11 Standardna dlZka §tadia 3 roky 4 roky
1.12 Platnost’ priznaného prava do bez casového obmedzenia bez casového obmedzenia
1.13 Identifikaény kod Studijného programu 104354/104353 104352/104351
L14 Jazyk, v ktorom sa ma Studijny programuskutotiovat | ] siovensky jazyk a anglicky | 1. slovensky jazyk
Jjazyk a anglicky jazyk
2. anglicky jazyk 2. anglicky jazyk
L15 Udelovany akademicky titul Doktor / Philosophiae doctor (PhD.)
1.16 Profesijne orientovany Studijny program | nie 1.17 Spolo¢ny Studijny program | nie
L18 Typ Ziadosti zmena v poskytovani Studijného programu

I1. Podklady na vyhodnotenie plnenia jednotlivych Kkritérii akreditacie

Uroven vyskumnej ¢innosti alebo umeleckej ¢innosti

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-A1

I1.1 Vysledok hodnotenia vyskumnej ¢innosti alebo umeleckej ¢innosti, do ktorej patri
Studijny odbor

I1.2 NajvyznamnejSie publikované vedecké prace alebo umelecké price v prisluSnom studijnom odbore s uvedenim kategorie
vystupu. Maximilne piit’ vystupov.

1.

S I el g

I1.3 NajvyznamnejSie publikované vedecké prace alebo umelecké priace za poslednych Sest’ rokov v prislusnom studijnom odbore
s uvedenim kategorie vystupu. Maximilne pit’ vystupov.

S I el g

I1.4 Najvyznamnejsie ziskané a uspesne rieSené vyskumné projekty za poslednych Sest’ rokov v prisluSnom $tudijnom odbore
s vyznac¢enim medzinarodnych projektov. Maximalne piit’ projektov.

1.

S I el g

IL.S Vystupy v prislusnom $tudijnom odbore s najvyznamnejsimi ohlasmi a prehl’ad ohlasov na tieto vystupy. Maximilne piit’
vystupov a desat’ najvyznammnejSich ohlasov na jeden vystup.

1.

2
3.
4.
S

I1.6 NajvyznamnejSie uznanie vedeckych vystupov alebo umeleckych vystupov v studijnom odbore, v ktorom sa uskutociuje
Studijny program.




I1. 7 Komentar vysokej $koly k plneniu kritéria

Priestorové, materialne, technické a informaé¢né zabezpecenie Studijného programu

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-A2

11.8 Spésob zabezpecenia kniZni¢nych sluZieb v mieste uskutociiovania Studijného programu

11.9 Informacie o materialnom a technickom zabezpeceni $tudijného programu

11.10 Informicie o priestorovom zabezpeceni §tudijného programu

11.11 Informacie o informacnom zabezpeceni Studijného programu

11.12 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Personailne zabezpecenie

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-A3

11.13 Datum, ku ktorému su udaje platné

| 1.4.2019

11.14 Pocet a Struktara oséb, ktoré majia zabezpecovat’ Studijny program

Fyzicky pocet Prepocitany pocet Z toho na
Funkcia alebo zaradenie fyzickej osoby Z toho Z toho usffvmovel,ly
. . . . tyZdenny
mimoriadnych mimoriadnych P
pracovny ¢as
Profesor ¢ ] 0 ] 0 ]
Docent ,, 3 2,5 2
Z toho Z toho
s vysokoskolskym s vysokoskolskym
vzdelanim tretieho vzdelanim tretieho
stupiia stupna
Hostujuci profesor .3 0 0 0 0 0
Odborny asistent 4 2 1 2 1 2
Asistent ,s 0 0 0 0 0
Lektor ¢ 0 0 0 0 0
Vysokoskolski uéitelia spolul ;7—r1r2:r3+r4rser6 6 5 5,5 4.5 5
Vyskumny pracovnik g 2 2 1,2 0,89 0
Zamestnanci v pracovnom pomere spolu 8 7 6,7 5,7 6
r9=r7+r8§
Denny doktorand 0 0 0 0 0
Zamestnanci, mimo pracovného pomeru ;1 0 0 0 0 0
Spolu ;13-r9+r10+r11 8 7 6, 7 5, 7 6
I1.15 Podet Studentov Studijného programu v dennej forme §tadia: 3 v externej forme $tudia: / spolu: 4
I1.16 Pomer po¢tu §tudentov Studijného v dennej forme $tudia: 0,53 v externej forme Studia: spolu: 0,70
programu a prepocitaného poétu 018
zamestnancov s vysoko§kolskym vzdelanim
tretieho stupia
11.17 Zoznam vSetkych fyzickych osob, ktoré zabezpecuji povinné a povinne volite’né predmety $tudijného programu
Nazov predmetu Priezvisko a meno Funkcia Kvalifikicia Pracovny Typ Jadro
aviizok vzdelavacej SO
¢innosti dno/nie
1. Dizertacna skuska Hartansky René 1P 11 100 X ano
2. Dizertacny projekt 1 Bittera Mikulas 2D 21 100 X ano
3. Dizertacny projekt 11 Bittera Mikulas 2D 21 100 X ano
4. Dizertacny projekt 111 Bittera Mikulas 2D 21 100 X ano
5. Dizertacny projekt IV Bittera Mikulas 2D 21 100 X ano
6. Dizertacny projekt le Bittera Mikulas 2D 21 100 X ano
7. Dizertacny projekt Ile Bittera Mikulas 2D 21 100 X ano
8. Dizertacny projekt Ille | Bittera Mikulds 2D 21 100 X ano
9. Dizertacny projekt Ve | Bittera Mikulds 2D 21 100 X ano
10. Dizertacny projekt Ve | Bittera Mikulds 2D 21 100 X ano
11. Dizertacny projekt Vie | Bittera Mikulds 2D 21 100 X ano
12. Obhajoba dizertacnej | Hartansky René 1P 11 100 X ano




prdce
13. Odbornd anglictina Rovanovd Lubica 30 31 100 S nie
Podpera Ivan 30 32 100 S
14. Teoretické aspekty Bittera Mikulas 1P 21 100 S
merania Kovdé Karol 2D 21 50 S ano
Smiesko Viktor 1% 11 100 S
15. Vedeckd prdca 1 Hartansky René 2D 21 100 X ano
16. Vedeckd praca 11 Hartansky René 2D 21 100 X ano
17. Vedeckad praca 111 Hartansky René 2D 21 100 X ano
18. Vedeckd praca IV Hartansky René 2D 21 100 X ano
19. Vedeckad praca Ie Hartansky René 2D 21 100 X ano
20. Vedeckd praca Ile Hartansky René 2D 21 100 X ano
21. Vedeckd praca Ille Hartansky René 2D 21 100 X ano
22. Vedeckd prdaca IVe Hartansky René 2D 21 100 X ano
23. Vedeckd prdaca Ve Hartansky René 2D 21 100 X ano
Povinne volitel'né predmety
24. Meracie metody Hartansky René 1P 11 100 S
Bittera Mikulds 2D 21 100 S ,
Tomdska Martin 2D 21 100 S ane
Kamensky Miroslav 6V 21 100 S
25. Meracie pristroje Hartansky René 1P 11 100 S
a systémy Smiesko Viktor 1% 11 100 S ,
Kovdé Karol 2D 21 50 S ane
Tomdska Martin 2D 21 100 S
11.18 Minimalna podmienka personialneho zabezpecenia $tudijného programu
Prvy profesor alebo docent
Priezvisko a meno Hartansky René Tituly | prof. Ing. PhD.
Studijny odbor (funkcia) Meracia technika (profesor)
Studijny odbor (titul Meracia technika Rokudelenia | 2()]6
profesor)
Studijny odbor (titul docent) Meracia technika Rokudelenia | 2009
Velkost pracovného uviizku 100
Posobenie v tejto pozicii v d’alSich Studijnych programoch 104417/104418 —Elektrotechnika (1.
Stupern)
104355/104356 — Aplikovand
elektrotechnika (2. stupeit)
Druhy profesor alebo docent
Priezvisko a meno Bittera Mikulds | Tituly | doc. Ing. PhD.
Studijny odbor (funkcia) Meracia technika (docent)
Studijny odbor (titul - Rokudelenia | -
profesor)
Studijny odbor (titul docent) | Aferacia technika (docent) Rokudelenia | 2()]2
Vel’kost’ pracovného uviizku 100 100
Posobenie v tejto pozicii v d’alSich studijnych programoch 104417/104418 —Elektrotechnika (1.
Stupern)
104355/104356 — Aplikovand
elektrotechnika (2. stupeit)

Treti profesor alebo docent

Priezvisko a meno Tomaska Martin | Tituly | doc. Ing. PhD.
Studijny odbor (funkcia) Elektronika (docent)

Studijny odbor (titul - Rokudelenia | _

profesor)

Studijny odbor (titul docent) Elektronika (docent) Rokudelenia | 2009

Velkost pracovného uviizku

100

Posobenie v tejto pozicii v d’alSich Studijnych programoch

11.19 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Z vyplnenych tidajov vyplyva, Ze pocet a kvalifikdcia pracovnikov, ktori budii zabezpecovat pedagogicky proces




v tomto Studijnom programe, splia poZiadavky pre treti stupeit vysokoskolského stidia. Vsetky povinné ako aj
povinne volitelné predmety zabezpeluju profesori a docenti zamestmani na FEI STU. Minimdlne traja menovani
vysokoskolski ucitelia —profesor a dvaja docenti - sa podielajii na uskutociiovani tohto Studijného programu,
pricom v tejto funkcii pésobia v len v Studijnych programoch prvého resp. druhého stupia, a to v bakaldrskom
Studijnom programe Elektrotechnika a v inZinierskom Studijnom programe Aplikovand elektrotechnika = teda

v programoch, na ktoré priamo nadvdzuje predkladany studijny program 3. stupfia Meracia technika.
Prednadsky a semindre vietkych povinnych a povinne volitelnych predmetov si zabezpecované profesormi alebo
docentmi. Kvalita vzdeldvacieho procesu sa teda moéze plynulo a trvalo udrZiavat a zdroveit sa dokdze
zabezpedit rozvoj Studijného programu Meracia technika na FEI STU aj v budiicnosti.

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-A4

11.20 Pocet zaverecnych pric v studijnom programe za akademicky rok | Pocet |

11.21 Pocet vedicich zavereénych prac v §tudijnom programe

11.22 Celkovy pocet zaverecnych prac vedenych vedicimi zaverecnych pric v IL.21

11.23 Zoznam veducich zavereénych prac/Skolitel’ov doktorandov

Odbornik P , Stupeit Celkovy pocet vedenych
Priezvisko a meno Kvalifikicia Z praxe racovny upen zaveretnych pric

Ano/nie uvizok | Stadia 17005 201213

1.

2.

11.24 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-AS

11.25 Pravidla vytvarania skiSobnych komisii na vykonanie $tatnych skiaSok

11.26 Pocet skasobnych komisii na vykonanie $tiatnych skiaSok v priemere v $tudijnom programe v jednom 2
akademickom roku

11.27 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-A6

11.28 Informicie o garantovi Studijného programu

Priezvisko a meno Hartansky René Tituly | prof. Ing. PhD.

Rok narodenia 1969, pred 31. augustom

Studijny odbor (funkcia) Meracia technika (profesor)

Studijny odbor (titul Meracia technika Rokudelenia | 20]6
profesor)

Studijny odbor (titul docent) Meracia technika Rokudelenia | 2009

Vel’kost’ pracovného uviizku 100%

Garantuje §tudijny program na inej vysokej Skole nie

Pracuje pre in vysoku $kolu v pozicii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vediceho zamestnanca vysokej nie
$koly alebo vediiceho zamestnanca fakulty alebo vykonava obdobni pricu pre vysoki §kolu v zahranici

11.29 Informicie o spolugarantovi §tudijného programu

Priezvisko a meno Bittera Mikulas Tituly | doc. Ing. PhD.
Rok narodenia 1977, pred 31. augustom

Studijny odbor (funkcia) Meracia technika (docent)

Studijny odbor (titul - Rokudelenia | _

profesor)

Studijny odbor (titul docent) Meracia technika Rokudelenia | 20]2

Velkost pracovného uviizku 100%

Garantuje §tudijny program na inej vysokej Skole nie
Pracuje pre in vysoku $kolu v pozicii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vediceho zamestnanca vysokej nie
$koly alebo vediiceho zamestnanca fakulty alebo vykonava obdobnti pricu pre vysoki §kolu v zahranici

11.30 Informicie o spolugarantovi §tudijného programu

Priezvisko a meno Tomdaska Martin Tituly | doc. Ing. PhD.
Rok narodenia 1955, pred 31. augustom

Studijny odbor (funkcia) Elektronika (docent)

Studijny odbor (titul - Rokudelenia | _

profesor)

Studijny odbor (titul docent) FElektronika Rokudelenia | 2009

Velkost pracovného uviizku 100

Garantuje §tudijny program na inej vysokej Skole nie
Pracuje pre in vysoku $kolu v pozicii rektora, prorektora, dekana, prodekana, veduceho zamestnanca verejnej nie
vysokej Skoly, vediiceho zamestnanca fakulty alebo vykoniva obdobnii pracu pre vysoki §kolu v zahranici




11.31 PoZiadavky aplikované pri vyberovom konani na funk¢né miesta profesorov a docentov

Garant a spolugaranti musia spliat podmienky dané Kritériami akreditdacie Studijnych programov
vysokoskolského vzdeldvania. Garant doktorandského Studijného programu musi byt vysokoskolsky ucitel’
zaradeny na funkénom mieste profesora, spolugaranti musia byt vysokoskolsky ucitel’ zaradeny na funkénom
mieste profesora alebo docenta v danom alebo pribuznom studijnom odbore. Pri posudzovani navrhovaného
garanta a spolugarantov sa berie do tivahy predpoklad ich skutocnej zodpovednosti za Studijny program, teda Ci
maju mozZnost ovplyviiovat kvalitu uskutocnovania studijného programu a jeho dalsi rozvoj. Hodnoti sa ich
kompetentnost, teda ¢i ich pedagogicky a vedecky profil a vysledky zarucuji odborni kvalitu a ich mozZnd
angaZovanost a aktivita pri garantovani Studijného programu. Vyhodnocuje sa ich mozny vplyv na obsah
informacnych listov predmetov, podiel na organizovani a uskutociiovani vyskumnej cinnosti pracoviska
suvisiacej s obsahom Studijného programu, publikacnd a vyskumnda Cinnost za predchadzajicich pdt rokov, z
pohladu rozvoja Studijného programu, ktory maji garantovat. Pri posudzovani navrhovanych garantov
Studijného programu sa s ohladom na § 77 ods. 6 zdkona berie do tivahy aj ich vek.

Konkrétne poZiadavky pri vyberovom konani na funkcné miesta docentov a profesorov na FEI STU zahrnaji
poziadavky na vedecko-pedagogicky titul v danom alebo pribuznom studijnom odbore, dizku praxe, jazykové
znalosti, preukdzanie publikacnej innosti a grantovej tispesnosti v danom odbore a schopnost vyucovat
pozZadované predmety Studijnych programov, kde ma dany ¢lovek pésobit.

11.32 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Z vyplnenych tidajov I1.28 a I1.31 vyplyva, Ze garant Studijného programu Meracia technika prof. Ing. René
Hartansky, PhD. je na FEI STU zaradeny na finkcnom mieste profesora v Studijnom odbore Meracia technika.
Spolugaranti si docentmi v Studijnom odbore Meracia technika, resp. Elektronika, ¢o je pribuzny odbor
studijného odboru Meracia technika. Navrhovany garant mé v sucinnosti so spolugarantmi a s vedenim Ustavu
elektrotechniky redine moznosti ovplyviiovat iipravu jednotlivych predmetov, ¢im sa ovphviuje kvalita ako aj
rozvoj daného Studijného programu. Je teda mozné konstatovat, Ze garanti studia sit zodpovedni za kvalitu a
rozvoj predkladaného Studijného programu. Takisto publikacnd cinnost a grantovd aktivita garantov
Jednoznacne preukazuje, Ze svojim vyskumnym ale aj pedagogickym pésobenim napomdhaji rozvoju Studijného
programu, ktory garantuji.

Zdroveit mozno konstatovat, Ze garanti predkladaného studijného programu nepésobia na inej vysokej skole a
ich pracovny cas neprekracuje 69 hodin pracovného casu za tyzden. Takisto vek garantov ddva pozitivne
predpoklady tispesného rozvoja daného Studijného programu aj v budiicnosti.

Obsah $tudijného programu

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B1

11.33 Struktura $tudijného programu z pohl’adu kreditov

11.33a Celkovy pocet kreditov potrebnych na riadne skonéenie §tadia

11.33b Pocet kreditov za povinné predmety, ktory je potrebné ziskat’ na riadne skoncenie
Stadia

I1.33¢ Pocet kreditov za povinne volitel'né predmety

11.33d Celkovy pocet kreditov za jadro studijného odboru

11.33e Pocet kreditov za spolo¢ny zaklad a za prisluSny
predmet, akide o ucitel’sky $tudijny program (v
kombinacii), alebo za prislusny jazyk, v pripade
Studijnych programov v $tudijnom odbore
prekladatel’stvo a tlmo¢nictvo (v kombinacii)

11.34 Charakteristika predmetov §tudijného planu z pohl’adu opisu S$tudijného odboru

11.35 Profil absolventa

11.36 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B2

11.37 Pocet kreditov za prax Studentov v reilnej prevadzke

11.38 Splnenie charakteristiky §tudijného programu

11.39 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B3

11.40 Zdovodnenie §tandardnej dizky §tadia

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B4

11.41 Zdovodnenie spojenia prvého a druhého stupiia vysokoskolského $tiadia do jedného celku




Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-BS

11.42 Pocet kreditov za zaverecnu pracu, vratane obhajoby

11.43 Ciele a organizicia Ziaverecnej prace vratane obhajoby

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B6

11.44 Nazov §tudijného programu obsahuje spojenie ,,inZinierstvo, inZiniersky*

11.45 Udelovany akademicky titul je inZinier (v skratke Ing.) alebo inZinier architekt (v skratke Ing. arch.)

11.46 Pocet kreditov za projektovii pracu — celkovo

- Zaverecna praca - Praca na projektoch v ramci ostatnych predmetov

- Odborna prax

11.47 Podiel kreditov, ktoré sa ziskavaji za pracu na projektoch, na celkovom pocte kreditov potrebnych na
riadne skoncenie Studia

11.48 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B7

11.49 Nazov Studijného programu obsahuje slovo umenie alebo od neho odvodeny nazov

I1.50 Udel'ovany akademicky titul je magister umenia (v skratke Mgr. art.) alebo doktor umenia (v skratke
ArtD.)

I1.51 Pocet kreditov ziskanych za umelecké vykony - celkovo - 7 toho za zavereéni
pricu

11.52 Podiel kreditov ziskanych za umelecké vykony na celkovom pocte kreditov potrebnych na riadne
skoncenie Studia

11.53 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Poziadavky na uchadzacov a sposob ich vyberu

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-BS

11.54 Spésob prijimania na §tudium

11.55 DalSie podmienky prijatia na §tadium

I1.56 Selektivnost’ podmienok prijatia

Denna forma

Akademicky rok Pocet podanych prihlasok Pocet prijatych Pocet zapisanych

Externa forma

Akademicky rok Pocet podanych prihlasok Pocet prijatych Pocet zapisanych

Poziadavky na absolvovanie Studia

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B9

11.57 Aplikovanie systému viiitorného zabezpecovania kvality

11.58 Struktura poZiadaviek na riadne skoncenie Stadia

Na riadne skoncenie $tidia je potrebné, aby Student v dennej aj externej forme pocas stidia:
* absolvoval vietky povinné predmety a predpisany pocet povinne volitelnych predmetov,
o ziskal 180 kreditov, z toho 40 kreditov zo Studijnej casti a 140 kreditov z vedeckej Casti

* wytvoril aspoit dva vedecké vystupy evidované v kategorii B alebo aspoit jeden vedecky vystup v kategorii A
(podla ,, Kritérii na hodnotenie sirovne vyskumnej, vivojovej, umeleckej a dalsej tvorivej cinnosti v rémci

komplexnej akreditacie cinnosti vysokych $kol* pre konkrétmu oblast vyskumu)
*  vykonal stiatne skusky predpisané Studijnym programom.

Student v dennej forme Stidia musi vvkondvat pedagogickii cinnost alebo inii odbormit Cinnost suvisiacu s
pedagogickou cinnostou pocas celého doktorandského Stidia v rozsahu najviac 4 hodiny tyZdenne v priemere za

akademicky rok.

Celkovy vysledok riadne skonceného Stidia Studijného programu tretieho stupiia sa hodnoti vyjadrenim

prospel/neprospel podla ¢l. 32 bod 6 studijného poriadku STU.

11.59 Uspesnost’ studia

Denni R/R+1 R+1/R+2 R+2/R+3 R+3/R+4 R+4/R+5

R+5/R+6

Novoprijati

Absolventi




Externi R/R+1 R+1/R+2 R+2/R+3 R+3/R+4 R+4/R+S R+5/R+6
Novoprijati
Absolventi
11.60 RozloZenie hodnotenia zavereénych prac
Pocet Studentov v dennej forme studia so zodpovedajiucim hodnotenim v prisluSnom akademickom roku
Hodnotenie R/R+1 R+1/R+2 R+2/R+3 R+3/R+4 R+4/R+5 R+5/R+6
Prospel
Neprospel
Pocet Studentov v externej forme $tadia so zodpovedajicim hodnotenim v prislusnom akademickom roku
Hodnotenie R/R+1 R+1/R+2 R+2/R+3 R+3/R+4 R+4/R+5 R+5/R+6
Prospel
Neprospel
11.61 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria
Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B10
11.62 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria
Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KSP-B11
11.63 Uplatnenie absolventov
II1. Spolu s formulirom sa predkladaju nasledujice doklady

Poclet

II1.1 Vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické charakteristiky profesorov a docentov péosobiacich ]
v §tudijnom programe (kritérium KSP-A3)
I11.2 Vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické charakteristiky $kolitel'ov v doktorandskom $tudiu -
(kritérium KSP-A4)
I11.3 Zoznam veducich zavereénych prac a tém zavereénych prac za obdobie dvoch rokov (kritérium KSP-A4) -
111.4 ZloZenie skasobnych komisii na vykonanie Statnych skaSok v §tudijnom programe za posledné dva roky -
(kritérium KSP-AS)
II1.5 Kritéria na obsadzovanie funkcii profesor a docent (kritérium KSP-A6) -
I11.6 Odporucany §tudijny plan (kritérium KSP-B1) ]
I11.7 Dohoda spolupracujucich vysokych §kol (kritérium KSP-B1) -
I11.8 Informacné listy predmetov (kritérium KSP-B2) ]

I11.9 Pozadované schopnosti a predpoklady uchadzaca o $tadium $tudijného programu (kritérium KSP-BS)

I11.10 Pravidla na schval’ovanie Skolitel’ov v doktorandskom §tudijnom programe (kritérium KSP-B9)

I11.11 Stanovisko alebo stihlas prislusnej autority k Studijnémmu programu (kritérium KSP-B10)

I11.12 Zoznam dokumentov predloZenych ako priloha k Ziadosti




111.6 Odporucany Studijny plan (kritérium KSP-B1)

Doktorandsky studijny program MERACIA TECHNIKA

Odporucany studijny plan pre dennud formu $tadia

1. roénik — 1. semester (zimny):

Kéd pred. |Nazov predmetu Typ pr. I;::\; Igzjaehngyc Predmet zabezpeduje
D-TAM Teoretické aspekty merania PP 12 |0-2s M. Bittera, K. Kovag,
V. Smiesko
D-AJ Odborna angli¢tina PP 8 |0-2s L. Rovanova
D-DP1-MT |Dizertacny projekt | PP 10 |0-2z M. Bittera
Spolu: 30
1. ro¢nik — 2. semester (letny):
Kéd pred. |Nazov predmetu Typ pr. I;::\; IZ:S:;EYC Predmet zabezpeduje
D-MPS Meracie pristroje a PVP 10 |0-2s R. Hartansky,
systémy V. Smiesko, K. Kovac,
M. Tomaska
D-MM Meracie metddy PVP 10 |0-2s R. Hartansky,
V. Smiesko,
M. Tomaska,
M. Kamensky
D-DP2- SE | Dizertacny projekt Il PP 5 ]0-2z M. Bittera
D-VP1-SE |Vedecka pracal PP 5 ]0-2z R. Hartansky
Spolu: 30




2. rocnik — 3. semester (zimny):

i i Kre- | Tyzdenny -
Kéd pred. |Nazov predmetu Typ pr. dity |rozsah P-C Predmet zabezpeduje
D-VP2-MT |Vedecka praca Il PP 10 |0-2z R. Hartansky
D-DE-MT Dizertacna skuska PP 20 [0-2s* R. Hartansky
Spolu: 30
* Rozsah za semester
2. rocnik — 4. semester (letny):
Kéd pred. |Nazov predmetu Typ pr. I;::\; IZ:S:;EYC Predmet zabezpeduje
D-DP3-MT |Dizertacny projekt Il PP 15 |0-2z M. Bittera
D-VP3-MT |Vedecka praca lll PP 15 |0-2z R. Hartansky
Spolu: 30
3. rocnik — 5. semester (zimny):
i i Kre- | Tyzdenny -
Kéd pred. |Nazov predmetu Typ pr. dity |rozsah P-C Predmet zabezpeduje
D-DP4-MT |Dizertacny projekt IV PP 20 [0-2z M. Bittera
D-VP4-MT |Vedecka praca IV PP 10 |0-2z R. Hartansky
Spolu: 30
3. rocnik — 6. semester (letny):
Kéd pred. |Nazov predmetu Typ pr. I;::\; IZ:S:;EYC Predmet zabezpeduje
D-TD-MT  |Obhajoba dizerta¢nej prace PP 30 [0-2s* R. Hartansky
Spolu: 30

* Rozsah za semester




Doktorandsky studijny program MERACIA TECHNIKA

Odporucany studijny plan pre externt formu $tadia

1. roénik — 1. semester (zimny):

Kéd pred. |Nazov predmetu Typ pr. I;::\; fszr:ael‘s]t:iwcl:ny Predmet zabezpeduje
D-TAM Teoretické aspekty merania PP 12 |0-26s M. Bittera, K. Kovag,
V. Smiesko
D-AJ Odborna angli¢tina PP 8 |0-26s L. Rovanova
D-DP1E-MT | Dizertacny projekt le PP 5 |0-26z M. Bittera
Spolu: 25
1. ro¢nik — 2. semester (letny):
Kéd pred. |Nazov predmetu Typ pr. I;::\; fszr:ael‘s]t:iwcl:ny Predmet zabezpeduje
D-MPS Meracie pristroje a PVP 10 |0-26s R. Hartansky,
systémy V. Smiesko, K. Kovac,
M. Tomaska
D-DP2E-MT |Dizertacny projekt lle PP 5 |0-26z M. Bittera
D-VP1E-MT |Vedecka praca le PP 5 |0-26z R. Hartansky
Spolu: 20
2. rocnik — 3. semester (zimny):
Kéd pred. |Nazov predmetu Typ pr. I;::\; fszr:ael‘s]t:iwcl:ny Predmet zabezpeduje
D-MM Meracie metddy PVP 10 |0-26s R. Hartansky,
V. Smiesko,
M. Tomaska,
M. Kamensky
D-DP3E-MT |Dizertacny projekt llle PP 10 (0-26z M. Bittera
Spolu: 20
2. rocnik — 4. semester (letny):

Kéd pred. |Nazov predmetu Typ pr. I;::\; fszr:ael‘s]t:iwcl:ny Predmet zabezpeduje
D-VP2E-MT |Vedecka praca lle PP 5 |0-26z R. Hartansky
D-DE-MT Dizertacna skuska PP 20 [0-2s R. Hartansky

Spolu: 25




3. rocnik — 5. semester (zimny):

, ) Kre- | Semestralny .
Kéd pred. |Nazov predmetu Typ pr. dity | rozsah P Predmet zabezpeduje
D-DP4E-MT | Dizertacny projekt IVe PP 10 [0-26z M. Bittera
D-VP3E-MT |Vedecka praca llle PP 10 |0-26z R. Hartansky
Spolu: 20
3. rocnik — 6. semester (letny):
X , Kre- | Semestralny .o
Kéd pred. |Nazov predmetu Typ pr. dity | rozsah P Predmet zabezpeduje
D-DP5E-MT | Dizertacny projekt Ve PP 10 [0-26z M. Bittera
D-VP4E-MT |Vedecka praca IVe PP 15 |0-26z R. Hartansky
Spolu: 25
4. rocnik—7. semester (zimny):
Kéd pred. |Nazov predmetu Typ pr. Kl"e- Semestralny Predmet zabezpeduje
dity |rozsah P-C
D-DP6E-MT | Dizertacny projekt Vle PP 10 |0-26z M. Bittera
D-VP5E-MT |Vedecka praca Ve PP 5 |0-26z R. Hartansky
Spolu: 15
4. rocnik — 8. semester (letny):
X , Kre- | Semestralny .o
Kéd pred. |Nazov predmetu Typ pr. dity | rozsah P Predmet zabezpeduje
D-TD-MT Obhajoba dizertacnej prace PP 30 |0-2s R. Hartansky
Spolu: 30




Priloha ¢. 3 k nariadeniu viddy & 104/2003 Z. z.

Formular k ziadosti o vyjadrenie o spdsobilosti vysokej Skoly uskutoctiovat
habilita¢né konanie a konanie na vymentivanie profesorov

1. Zakladné informacie

1.1 Vysoka §kola , -y . . .
¥ Slovenska technickd univerzita v Bratislave

1.2 Fakult:
— Fakulta elektrotechniky a informatiky

1.3 Cislo a nazov §tudijného odboru

3971 Meracia technika

1.4 Typ Ziadosti L L .
P akreditdcia existujiiceho prdava

1.5 Informacia o priznanom prave , , . , .
p p priznané 30. 10. 2015; bez casového obmedzenia

1.6 Vysoka §kola (fakulta) ma priznané prave uskutociiovat’
habilita¢né konanie a konanie na vymentvanie profesorov

v tychto pribuznych studijnych odboroch elektronika, mechatronika

I1. Podklady na vyhodnotenie plnenia jednotlivych Kkritérii akreditacie

Zikladna podmienka

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KHKV-A1

I1.1 Udaje o Studijnom programe tretieho stupna

Identifika¢ny kod a nazov Studijného programu

Forma §tadia

Casové obmedzenie priznaného prava

11.2 Udaje o $tudijnom programe druhého stupia

Identifika¢ny kod a nazov Studijného programu

Forma §tadia

Casové obmedzenie priznaného prava

Vedecky alebo umelecky profil vysokej Skoly

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KHKV-A2

I1.3 Vysledok hodnotenia vyskumnej ¢innosti alebo umeleckej ¢innosti, do ktorej patri
Studijny odbor

11.4 NajvyznamnejSie publikované vedecké prace alebo umelecké price v prisluSnom studijnom odbore s uvedenim kategorie
vystupu. Maximilne piit’ vystupov.

1.

I1.5 NajvyznamnejSie publikované vedecké prace alebo umelecké priace za poslednych Sest’ rokov v prislusnom studijnom odbore
s uvedenim kategorie vystupu. Maximilne pit’ vystupov.

1.




I1. 6 Najvyznamnejsie ziskané a uispeSne rieSené vyskumné projekty za poslednych Sest’ rokov v prislusnom $tudijnom odbore
s vyznacenim medzinarodnych projektov. Maximalne piit’ projektov.

1.

I1.7 Vystupy v prislusnom studijnom odbore s najvyznamnejSimi ohlasmi a prehl’ad ohlasov na tieto vystupy Maximalne pit’
vystupov a desat’ najvyznamnejSich ohlasov na jeden vystup.

1.

11.8 NajvyznamnejSie uznanie vedeckych vystupov alebo umeleckych vystupov v danom §tudijnom odbore

11.9 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Uroven kritérii vysokej Skoly na ziskanie titulu docent a na ziskanie titulu profesor a ich
dodrziavanie

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KHKV-A3

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KHKV-A4

11.10 Pocet habilita¢nych konani za poslednych $est’ rokov, v ktorych vysoki $kola udelila titul docent

I1.11 Udaje o uspesnych Ziadatel’och o habilita¢né konanie

Priezvisko, meno a tituly

Studijny odbor, v ktorom pedagogicky posobil

Rok udelenia titulu docent

Podrobnosti o konani

11.12 Pocet konani za poslednych Sest’ rokov, v ktorych vysoka $kola predloZila navrh udelit’ titul profesor

11.13 Udaje o uspes$nych Ziadatel’och o vymenovanie za profesora

Priezvisko, meno a tituly

Studijny odbor, v ktorom pedagogicky posobil




Rok schvilenia navrhu na vymenovanie

Pocet publikovanych vedeckych prac a vedeckych
vystupov kategorie A (§pickova medzinarodna kvalita)

Pocet vyskolenych doktorandov

Pocet Skolenych doktorandov po dizertac¢nej skiuske

Bibliografické udaje o vysokoskolskej ucebnici alebo
dvoch u¢ebnych textov, ktorych bol Ziadatel’ autorom

Pocet rokov vykonavania pedagogickej ¢innosti od
ziskania titulu docent v predmetoch Studijného odboru
alebo pribuzného odboru, v ktorom bolo vymenavacie
konanie

Podrobnosti o konani

Personailne zabezpecenie

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KHKV-AS

11.14 Informicie o garantovi

Priezvisko, meno a tituly

Hartansky René, prof. Ing. PhD.

Rok narodenia 1969 pred 31.augustom

Funkcia / $tudijny odbor Profesor / Meracia technika

Titul docent Meracia technika 2009 | Slovenskd technicka univerzita v Bratislave
Titul profesor Meracia technika 2011 | Slovenskd technicka univerzita v Bratislave

Pracovny pomer

100 % 31.7.2021

Garantované §tudijné programy

Meracia technika (3. stuperi) — garant,

Aplikovand elektrotechnika (2. stupen) - garant

Posobi v pozicii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vediiceho zamestnanca na inej vysokej nie

$kole alebo vykonava obdobmi pracu zahranici

Garantuje §tudijné programy na inej vysokej Skole

nie

I1.15 Informicie o spolugarantovi

Priezvisko, meno a tituly

Bittera Mikulds, doc. Ing. PhD.

Rok narodenia 1977 pred 31.augustom

Funkcia / $tudijny odbor Docent / Meracia technika

Titul docent Meracia technika 2012 | Slovenskd technicka univerzita v Bratislave
Titul profesor - - -

Pracovny pomer 100 % 31.8.2023

Garantované §tudijné programy

Meracia technika (3. stupen) - spolugarant

Posobi v pozicii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vediiceho zamestnanca na inej vysokej nie

Skole alebo vykonava obdobnu ¢innost’ v zahranici

Garantuje §tudijné programy na inej vysokej Skole

nie

11.16 Informicie o spolugarantovi




Priezvisko, meno a tituly Tomdaska Martin, doc. Ing. PhD.

Rok narodenia 1955 pred 31.augustom

Funkcia / §tudijny odbor Docent / Elektronika

Titul docent Elektronika 2009 | Slovenskd technickd univerzita v Bratislave
Titul profesor - - -

Pracovny pomer 100 % 30.4.2020
Garantované Studijné programy Meracia technika (3. stupeit) - spolugarant

Posobi v pozicii rektora, prorektora, dekana, prodekana, vediceho zamestnanca na inej vysokej nie

Skole alebo vykonava obdobnu ¢innost’ v zahranici

Garantuje §tudijné programy na inej vysokej Skole nie

11.17 PoZiadavky aplikované pri vyberovom konani na obsadenie funkcie profesora alebo docenta, ktory garantuje alebo
spolugarantuje habilitacné konanie alebo konanie na vymenovanie profesora

Garant a spolugaranti habilitacného konania a konania na vymeniivanie profesorov musia spliat podmienky
dané Kritériami akreditdcie Studijnych programov vysokoskolského vzdeldvania.

Garant moze byt len vysokoskolsky ucitel’ zaradeny na fiunkénom mieste profesora, ktory posobi v danom alebo
pribuznom Studijnom odbore a ktory je riadnym profesorom vysokej skoly. Spolugaranti mozu byt vysokoskolski
ucitelia na funkénom mieste profesora alebo docenta pésobiaci v prislusnom alebo tieZ pribuznom Studijnom
odbore. Pri posudzovani navrhovanych garantov a spolugarantov sa berie do tvahy predpoklad ich skutocnej
zodpovednosti za Studijny odbor, teda i mda mozZnost ovplyviiovat kvalitu a dalsi rozvoj Studijného odboru
nepretrZitou innostou vo vyskume a vo vzdeldavani. Hodnoti sa jeho kompetentnost, teda Ci prispieva svojou
vestrannou Cinnostou krozvoju poznania v danom Studijnom odbore a ci jeho vedecky profil avysledky
zarucujii dostatocnu kvalitu a jeho skutoénd angaZovanost a aktivita pri garantovani. Vyhodnocuje sa, ci
dosahuje vysledky medzindrodne akceptované primerane Specifickosti Studijného odboru. Garant i spolugaranti
musia splpat vietky casti Kritérii pre habilitdcie a inaugurdcie platné na FEI STU.

Pri posudzovani navrhovanych garantov sa s ohladom na § 77 ods. 6 zdkona berie do tivahy aj ich vek.
Konkrétne poZiadavky pri viberovom konani na funkiné miesta docentov a profesorov na FEI STU zahtaji
pozZiadavky na vedecko-pedagogicky titul (profesor alebo docent) v danom alebo pribuznom Studijnom odbore,
dizku praxe, jazykové znalosti, preukdzanie publikacnej cinnosti a grantovej tispesnosti v danom odbore
a schopnost vyucovat pozadované predmety Studijnych programov, kde ma dany zamestnanec pésobit.

11.18 Komentar vysokej §koly k plneniu kritéria

Navrhnuty garant i spolugaranti habilitacného konania a konania na vymenivanie profesorov spliiaji vietky
pozZiadavky definované v bode 11.17.

Garant Studijného programu Meracia technika prof. Ing. René Hartansky, PhD. je na FEI STU zaradeny na
funkénom mieste profesora v Studijnom odbore Meracia technika. Spolugaranti st docentmi v Studijnom odbore
Meracia technika, resp. Elektronika, ¢o je pribuzny odbor Studijného odboru Meracia technika. Navrhovany
garant md v sicinnosti so spolugarantmi a s vedenim Ustavu elektrotechniky redlne moznosti ovplyviovat
vedecku skolu v predmetnom Studijnom odbore, ¢im sa ovplyvituje kvalita ako aj rozvoj vyucovanych studijnych
programov. Takisto publikacnd cinnost a grantovd aktivita garantov jednoznacne preukazuje, Ze svojim
viskumnym ale aj pedagogickym pésobenim napomdhajt rozvoju Studijného odboru, ktory garantuji.

Zdroveit mozno konstatovat, Ze garanti predkladaného Studijného programu nepdsobia na inej vysokej skole a
ich pracovny cas neprekracuje 69 hodin pracovného casu za tyZden. Takisto vek garanta ddva pozitivne
predpoklady tispesného rozvoja daného Studijného programu aj v budiicnosti.

Podklady na vyhodnotenie plnenia kritéria KHKV-A6

11.18 ZloZenie vedeckej rady vysokej §koly

Priezvisko, meno a tituly Studijny odbor Vysoka skola/pracovisko

11.19 ZloZenie vedeckej rady fakulty




Priezvisko, meno a tituly Studijny odbor Vysoka skola/pracovisko

III. Spolu s formularom sa predkladaju nasledujuce doklady

Pocet

I11.1 Zivotopisy Ziadatel’ov o udelenie titulu docent alebo profesor

I11.2 Vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické charakteristiky garanta a spolugarantov

II1.3 Kritéria na obsadzovanie funkcii profesor a docent

I11.4 Cestné vyhlasenie garanta a spolugarantov

I11.5 Rokovaci poriadok vedeckej alebo umeleckej rady vysokej Skoly (a fakulty)

I11.6 Zoznam dokumentov predloZenych ako priloha k Ziadosti




Priloha ¢. 7 k nariadeniu viddy & 104/2003 Z. z.

Vedecko-pedagogicka alebo umelecko-pedagogicka charakteristika fyzickej osoby

lll.1 Vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické charakteristiky garanta a spolugarantov
(kritérium KHKV-A5)

Garant:
Hartansky René, prof. Ing. PhD.

Spolugaranti:
Bittera Mikulas, doc. Ing. PhD.
Tomaska Martin, doc. Ing. PhD.



I. Zakladné udaje

1.1 Priezvisko, meno, tituly

Hartansky, René, prof. Ing. PhD.

1.2 Rok narodenia

1969

1.3 Nazov a adresa pracoviska

Slovenska technickd univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ustav elektrotechniky

[lkovicova 3, 812 19 Bratislava

1.4 E-mailova adresa:

rene.hartansky@stuba.sk

L5 Odkazy na doplilujuce informacie o odbornom profile

http://www.ue fei.stuba.sk

pedagoga (napr. osobna webova stranka)

I1. Informécie o vysokoSkolskom vzdelani a d’alSom kvalifika¢nom raste

Nazov vysokej Skoly/institicie Rok Odbor/program
VysokoSkolské vzdelanie Slovenskd vysoka skola technicka 1992 | Rddioelektronika
druhého stupiia v Bratislave, Elektrotechnicka fakulta
Vysokoskolské vzdelanie Slovenska technickd univerzita v Bratislave, 1999 | Meracia technika
tretichn stuptia Fakulta elektrotechniky a informatiky
Titul docent Slovenska technickd univerzita v Bratislave, 2009 | Meracia technika
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Titul profesor Slovenska technickd univerzita v Bratislave, 2016 | Meracia technika
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Doktor vied
DalSie vzdelavanie
I11. Zabezpecované Cinnosti
1111 Prehlad o vedenych zdvereénych pracach, ktoré boli obhajené
Bakalarske Diplomové Dizertacné
Podet 16 22 2

111.2 Aktudlna pedagogicka Cinnost’

Elektromagneticka kompatibilita, 2. stupen, predndsky, cvicenia
I’ysokofrekvencnd technika, 2. stupen, predndsky, cvicenia
Ndavrh meracich systémov, 2. stupei, predndsky, cvicenia
Elektrotechnika 1, 1. stupen, prednasky

Dizertacny projekt, 3. stupei, konzultdacie

Predmet Specializdcie, 3. stupern, konzultdcie

111.3 Predchadzajica pedagogicka ¢innost’

Elektronika, 1. stupen, predndsky, cvi¢enia, TnUAD
Meranie v informatike, 1. stupei, predndsky, cvicenia
Metodika merania, 1. stuper, predndsky

Metrologia, 2. stupen, predndsky, cvicenia

111.4 Aktualna tvoriva Cinnost’

APVV-14-0076 MEMS Struktiry na bdze poddajnych mechanizmov, 2014-2019,zodpovedny riesitel’

VEGA 1/0431/15 Elektromagnetickd kompatibilita pri interakcii meracieho a testovacieho systému, 2015-2018,

zdstupca zodpovedného riesitela

IV. Profil kvality tvorivej ¢innosti

IV.1 Prehl'ad vystupov

Celkovo Za poslednych Sest’ rokov
Pocet vystupov evidovanych vo Web of 27 16
Science alebo Scopus
Pocet vystupov kategérie A 26 16
Pocet vystupov kategérie B 58 22
Pocet citacii Web of Science alebo
Scopus, v umeleckych $tudijnych 58 26
odboroch pocet ohlasov v kategorii A
Pocet projektov ziskanych na 3 ]
financovanie vyskumu, tvorby
Pocet pozvanych prednasok na
medzinarodnej/narodnej arovni 00 0/0



http://www.ue.fei.stuba.sk

IV.2 Najvyznamnejsie doteraz publikované vedecke prace, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela/vykony (maximalne
Dét)

Maga, D., Hartansky, R., Manas, P.: The Examples of Numerical Solutions in the Field of Military

1 Technology. Advances in Military Technology, Vol. 2, No. 2, 2007, s. 53—64, ISSN 1802-2308, 30%, A,
SCOPUS, IF2012=0,522

p Hartansky, René - Smiesko, Viktor - Rafaj, Michal. Modifying and accelerating the method of moments
calculation. In Computing and Informatics. Vol. 36, No. 3 (2017), s. 664-682. ISSN 1335-9150. 40%, A,
CC, IF=0,624

. Janéarik, Viadimir - Soka, Martin - Usdkovd, Mariana - Hartansky, René. Nickel/zinc ratio and lanthanum

substitution effect on structural and magnetic properties of nickel zinc ferrites. In Acta Physica Polonica A.
Vol. 131, No. 4 (2017), 5. 693-695. ISSN 0587-4246, 25%, A, CC, IF=0,489

4 | Hajach, P., Hartansky, R.: Resistively loaded dipole charakteristics. Radioengineering, Vol. 12, No. 1,
2003, s. 23-27,ISSN 1210-2512, 50%, A, WOS, IF2012=0,687

Hartansky, R.: State-of-the-Art in Mechatronics, kapitola EMC of Mechatronics
Devices. Alphen aan den Rijn: Simulation Research Press, 2007, ISBN 978-90-807898-2-1, s. 45-67, 100%,
A.

IV.3 Najvyznamnejsie publikované vedecké prace verejne realizované alebo prezentované umelecké diela/vykony za poslednych Sest’
rokov (maximdlne pét’ vystupov)

Hartansky, René - Smiesko, Viktor - Rafaj, Michal. Modifying and accelerating the method of moments
calculation. In Computing and Informatics. Vol. 36, No. 3 (2017), s. 664-682. ISSN 1335-9150. 40%, A,
CC, [F=0,624

1

Hartansky, René. Analysis of omni-directivity error of electromagnetic field probe using isotropic antenna.
In Measurement Science Review [elektronicky zdroj]. Vol. 16, No. 6 (2016), s. 287-293. ISSN 1335-8871. V'
databdze: SCOPUS: 2-s2.0-8500822310. 100%, 4, WOS, IF=0,808

Hartansky, R., Slizik, J., Marsdlka, L.: Dipole Near Field Analysis — a Closed Form Calculation in
Cartesian Coordinates. Journal of Electrical Engineering, Vol. 64, No. 5., s 327-330, ISSN 1335-3632, 4,
WOS, IF2012=0,546

Hartansky, René. Analysis of the general digital signals for EMC purpose. In Przeglad elektrotechniczny.
Vol. 92, Iss. 2 (2016), s. 38-40. ISSN 0033-2097. V databdze: SCOPUS: 2-s2.0-84956634308, 100%, B,
SCOPUS, 1F=0,369SNIP

Hartansky, René - Smiesko, Viktor - Marsdlka, Lukds. Numerical Analysis of Isotropy Electromagnetic
Sensor Measurement Error. In Measurement Science Review [elektronicky zdroj]. Vol. 13, No. 6 (2013), p.
311-314. ISSN 1335-8871. 40%, A, WOS, IF'=0,808

IV.4 Ucast na rieseni (vedeni) najvyznamnejsich vedeckych/umeleckych projektov za poslednych Sest’ rokov (maximalne pat)

V| APVV-14-0076 MEMS struktiiry na béze poddajnych mechanizmov, 2014-2019,zodpovedny riesitel

2 | VEGA 1/0431/15 Elektromagneticka kompatibilita pri interakcii meracieho a testovacieho systému, 2015-
2018, zdastupca zodpovedného riesitela

3

4

5

IV.5 Vystupy v oblasti poznania prislusného $tudijného odboru s najvyznamnej$imi ohlasmi a prehl'ad ohlasov na tieto vystupy (maximalne
pat’ vystupov a desat’ najvyznamnejsich ohlasov na jeden vystup)

Maga, D., Hartansky, R.: Numerické metody rieSenia elektromechanickych tiloh. Trencin: TnUAD, prvé

vydanie, 2001, ISBN 80-88914-29-9, 111 s.

Je citovany v:

1. Miljavec, D. Genetic Algorithms in Optimization of Unpredetermined Rotor Shape. Elektromagnetic
Field in Electrical Engineering, 2002: s. 82-87, ISSN 1383-7281.(WOS, Scopus)

2. Miljavec, D., Sustarsic, B., Turk, %., Lenaski, K.: Magnetne lastnosti mehkomagnemik kompozitnih

1 materialov. Elektrotehniski vestnik, rocnik 70, & 3, 2003: 5. 109—114, ISSN 0013-5852.(WOS, Scopus)

3. Miljavec, D., HadzZiselimovic, M., Lenaski, K., Zagradisnik, I.: Izgube moci sinhronskega reluktacnega
motorja. Elektrotehniski vesmik, rocnik 70, ¢. 5, 2003: s. 267-272, ISSN 0013-5852.(WOS, Scopus)

4. Miljavec, D., Susmelj, R., Lenasi, K.: Nondestructive testing of planar paramagnetics and
Jferromagnetics. Informacije Midem-Journal of Microelectronics Electronic Components and Materials,
rocnik 34, ¢. 1, 2004: 5. 26-31, ISSN 0352-9045.(WOS, Scopus)

5. Skala, B.: The Torque Measurement Based on Various Principles. Proceeding of electrotechnical
institute, Issue 220, http:/’www.ielwaw.pl/, 2004. (Scopus)

2 | Maga, D., Hartansky, R.: Numerické rieSenia. Brno: Univerzita obrany, 2006, ISBN 80-7231-130-1, 174 s.
Je citovany v:



http://www.iel.waw.pl/

1. Miljavec, D., Zidari¢, B.: Eddy Current losses in Permanent Magnets of BLDC Machine. WSEAS
Transactions on Power Systems, rocnik 1, & 11, 2006: s. 1862—1868, ISSN 1790-5060.(WOS, Scopus)

2. Lahucky, D., Liptdk, P., Broncek, J.: VyuZitie aerodynamickych ucinkov vzduchu pre zlepSenie tesniacich
viastnosti. MM priimyslové spektrum, rocnik 5, 2007: s. 34-35, ISSN 1212-2572. (Scholar)

3. Miljavec, D., Zidaric, B.: Eddy Current losses in Permanent Magnets of BLDC Machine. Compel-The
international Journal for com putation and mathematics in electrical and electronic engineering, rocnik
26, ¢. 4, 2007: s. 10951104, ISSN 0332-1649.(WOS, Scopus)

Bittera, M., Hartansky, R., Kovac, K.: One Way to Provision of HF E-field Sensor Isotropy. Measurement

Science Review, rocnik 6, ¢. 1, 2001: s. 73—76, ISSN 1335-8871.

3 | Je citovany v:

1. Hakim, B. M., Beard, B. B., Davis, C. C.: Precise dielectric property measurements and E-field probe
calibration for specificabsorptionrate measurements using a rectangular waveguide. Measurement
Science and Technology, rocnik 20, 2009: s. 1-9, ISSN 0957-0233.(WOS, Scopus)

Maga, D., Hartansky, R., Manas, P.: The Examples of Numerical Solutions in the Field of Military

Technology. Advances in Military Technology, rocnik 2, &. 2, 2007: s. 53—64, ISSN 1802-2308

Je citovany v:

1. Siroka, A., Fabo, P.: Interactive Simulator Dynasim for Modeling and Analysis. In Mechatronika 2011,
Trencin: TnUAD, June 2011, ISBN 978-1-61284-821-1, pp. 65—67. (WOS, Scopus)

2. Dudak, J., Paviikova, S., Gaspar, G., Kebisek, M.: Application of Open Source Sofiware for Data
Collection and Processing. In Mechatronika 2011, Trencin: TnUAD, June 2011, ISBN 978-1-61284-
821-1, pp. 76-78. (Scholar)

3. Dudak, J., Paviikova, S., Gaspar, G.: Methods of Temperature Estimation Given Area in System of Data
Collection. In Mechatronika 2011, Trencin: TnUAD, June 2011, ISBN 978-1-61284-821-1, pp. 39—42.
(WOS, Scopus)

4. Brezina, T., Hejc, T., Kovar, J., Huzlik, R.: Modeling and Control of Three-Phase Rectifier of Swirl

4 Turbine. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances, Germany: Springer, ISBN-13:
978-3642232435. (Scholar)

5. Brezina, T., Kovdr, J., Hejc, T., Andrs. A.: Modeling and H Control of Centrifugal Pump with Pipeline.
In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances, Germany: Springer, ISBN-13: 978-
3642232435, (Scholar)

6. Brezina, T, Vetiska, J., Hadas, Z., Brezina, L.: Simulation, Modeling and Control of Mechatronic
Systems with Flexibile Parts. In Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances, Germany:
Springer, ISBN-13: 978-3642232435. (Scholar)

7. Leuchter, J., Ruzicka, Z., Stekly, V., Bauer, P.: Designing feed-back control for electrical GEN-SET with
VSCF technology and boost converter. In IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference)
2011,7th Annual Conference of the IEEFE Industrial Electronics Society, IECON 201 1;Melbourne, VIC;7
November 201 1throughl 0 November 2011; Category numberCFP11IEC-ART; Code88253. (Scopus)

8. Siroky, P.: Implementation of the reliability principle to the measure and evaluate processes. In
Mechatronika 2011, Trencin: TnUAD, June 2011, ISBN 978-1-61284-821-1, pp. 52-54. (WOS, Scopus)

Bauer, P. — Maga, D. — Sitar, J. — Duddk, J. — Hartansky, R. PEMCWebLab-Distance Practical Education

for Power Electronics and Electrical Drives. In Power Electronics Education Workshop (PEEW07): 38th

Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference, Orlando: IEEE, Jin 2007, str. 6.

Je citovany v:

1. Gadzhanov, S. — Nafalski, A. — Gol, O. A Remote Laboratory for Motion Control and Feedback
Devices. Proceeding of electrotechnical institute, Issue 247, 2010, http://’www.ielwaw.pl/. (Scholar)

2. Gadzhanov, S. — Nafalski, A. Pedagogical effectiveness of remote laboratories for measurement and
control. In World Transactions on Engineering and Technology Education (WTE&TE), Vol. 8, No. 2,
2010, pp. 162-167,
http:/rwww.wiete.com.aw/journals/WTE&TE/Pages/Vol.8,%20No.2%20%282010%29/6-15-
GADZHANOV . pdf (Scholar)

IV.6 Funkcie a ¢lenstvo vo vedeckych, odbornych a profesijnych spolocnostiach

Clen IEEFE - Antennas and propagation a Microwave technique.

V. Dopliiujice informacie

V.1 Charakteristika aktivit sivisiacich s prislusnym $tudijnym programom

V.2 DalSie aktivity

Clen odborovej komisie pre obhajobu dizertacnych prac v odbore 5.2.54 Meracia technika, STU.
Clen komisie pre obhajobu habilitacnych préac v odbore Manazérstvo kvality produkcie, TUKE.
Clen odborovej komisie pre obhajobu dizertacnych prdac v odbore 5.2.16 Mechatronika, TUKE.



http://www.iel.waw.pl/
http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.8,%20No.2%20%282010%29/6-15-GADZHANOV.pdf
http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.8,%20No.2%20%282010%29/6-15-GADZHANOV.pdf

Clen redakcnej rady casopisu Quality Innovation, Prosperity. (SCOPUS, A-kategdria)
Clen programového vyboru medzindrodnej konferencie ,, Measurement 2013
Clen programového vyboru medzindrodnej konferencie ,, Measurement 2017 (SCOPUS, A-kategéria)

Clen redakenej rady casopisu ,, Universal journal of Electrical and Electronic Engineering, ISSN: 2332-3280°
(SCOPUS, A-kategoria)

Skolitel pre doktorandské stidium v odbore 5.2.54 Meracia technika

Datum poslednej aktualiziacie | 1.4.2019




I. Zakladné udaje

L1 Priezvisko, meno, tituly Bittera, Mikulds, doc. Ing. PhD.
1.2 Rok narodenia 1977
1.3 Ndzov a adresa pracoviska Slovenskd technickd univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ustav elektrotechniky
[lkovicova 3, 812 19 Bratislava

L4 E-mailova adresa: mikulas.bittera@stuba.sk
I1. Informécie o vysokoSkolskom vzdelani a d’alSom kvalifika¢nom raste
Nazov vysokej §koly alebo institicie Rok Odbor a program
Vysokoskolské vzdelanie Slovenskd technickd univerzita v Bratislave, 2001 | Elektronika
druhého stupfia Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysokoskolskeé vzdelanie Slovenskd technickd univerzita v Bratislave, 2007 | Meracia technika
treticho stupiia Fakulta elektrotechniky a informatiky
Titul docent Slovenskd technickd univerzita v Bratislave, 2012 | Meracia technika
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Titul profesor
Doktor vied

DalSie vzdelavanie

I11. Zabezpecované innosti

I11.1 Prehl’ad o vedenych zaverecnych pracach, ktoré boli obhajené

Bakalarske Diplomové Dizertacné

Pocet 14 8 -

I11.2 Aktualna pedagogicka ¢innost’

Meracia technika 1, 1. stupen, prednadsky, laboratérne cvidenia

Meracia technika 2, 1. stupen, prednadsky, laboratdrne cvidenia

Meranie, 1. stupen, predndsky, laboratorne cvicenia

Spolocenské a pravne aspekty v elektrotechnike , 2. stupei, predndsky, semindrne cvicenia

111.3 Predchadzajuca pedagogicka ¢innost’

Meranie, 1. stupen, predndsky, laboratorne cvicenia (2012-2015)

Diagnostika a testovanie automobilov, 1. stupen, laboratérne cvicenia (2007-20135)
Elektromagneticka kompatibilita, 2. stupen, laboratorne cvicenia (2001 - 2008)
Mikroprocesorovd technika, 1. stupen, laboratérne cvicenia (2001 - 2005)

Meranie v informatike, 1. stupen, laboratorne cvicenia (2003/04)

Meranie elektrickych a neelektrickych velicin, 1. stupen, laboratorne cvicenia (2004/05)

I11.4 Aktualna tvoriva ¢innost’

APVV-15-0062 Zabezpecenie elektromagnetickej kompatibility monitorovacich systémov mimoriadnych
prevadzkovych stavov jadrovej elektrdrne, 2016-2020, riesitel’

IV. Profil kvality tvorivej ¢innosti

1V.1 Prehl’ad vystupov

Celkovo Za poslednych Sest’ rokov
Pocet vystupov evidovanych vo Web of 29 13
Science alebo Scopus
Podet vystupov kategorie A 23 10
Podet vystupov kategorie B 14 6
Pocet citacii Web of Science alebo
Scopus, v umeleckych $tudijnych 24 20
odboroch pocet ohlasov v kategorii A
Pocet projektov ziskanych na ] ]
financovanie vyskumu, tvorby
Pocet pozvanych prednaSok na
medzinarodnej/narodnej arovni 00 00

IV.2 Najvyznamnejsie publikované vedecké price, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a vykony. Maximalne
piit.

1.
Radiated Flectromagnetic Interference Measurement Uncertainty. In: IET Microwaves Antennas &

Propagation. - ISSN 1751-8725. - Vol. 4, Iss. 10 (2010), s. 1469-1474 (ADC, IF2016=1.187, A-kategoria)

Bittera, M., Smiesko, V., Kovdc, K.: Modified Uncertainty Estimation of Antenna Factor Measurement by
Standard Site Method. In: Measurement. - ISSN 0263-2241. - Vol. 45, Iss. 2 (2012), s. 190-198 (ADC,
1F2016=2.359, A-kategoria)

Bittera, M., Kovac, K., Hallon, J.: Measurement of Semi-Anechoic Chamber Using Modified VSWR

Bittera, M., Smiesko, V., Kovdc, K., Hallon, J.: Directional Properties of the Bilog Antenna as a Source of



mailto:bittera@stuba.sk

Method above 1GHz. In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 7, Section 3, No. 3
(2007), 5. 42-46 (ADE, IF2016=1.344, A-kategoria)

Bittera, M., Smiesko, V., Kovdc, K.: Problem of Bundled Two-Wire Cable of Test Equipment in Emission

4 Measurement. In: Radioengineering. - Praha : Ceské vysoké ucent technické v Praze. - ISSN 1210-2512. -
Vol. 15, No. 4. -, 2006, s. 22-26 (ADE, 1FF2016=0.945, A-kategoria)
s Bittera, M., Smiesko, V.: Influence of Interface Cables Termination Impedance on Radiated Emission

Measurement. In: Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 10, No. 5 (2010), s. 157-161
(ADE, IF2016=1.344, A-kategoria)

IV.3 Najvyznamnejsie publikované vedecké prace verejne realizované alebo prezentované umelecké diela alebo vykony za
poslednych Sest’ rokov. Maximalne pit vystupov.

1. | Novdkova, T., Bittera, M., Smiesko, V., Krdlikova, E.: Modelling of EMC broadband antennas with
complex geometry above 1 GHz. Annals of DAAAM, Vol. 27(1), pp. 363-370, October 2016

2. | Hallon, J., Kovdc, K., Bittera, M.: Comparison of coupling networks for EFT Pulses Injection, Przegald
Elektrotechniczny, Vol. 94 (2), pp. 17-20, February 2018

3. | Hartansky, R., Smiesko, V., Bittera, M., et al.: Sensor Interaction as a Source of the Electromagnetic Field
Measurement Error, Measurement Science Review, Vol. 14(6), pp. 337-342, December 2014

4 Hallon, J., Bittera, M., Kovdc, K.: Effect of test site arrangement for large systems on test validity

| according to EN 61000-4-3, In: 25th IEEE Conference Radioelektronika, Pardubice, Czechia, April 21-22,

2015, pp. 61-64

5. | Bittera, M.: Modeling broadband wire antennas with complex geometry, Procedia Engineering, Vol. 69,

pp. 1082-1087, 2014

IV.4 Uéast’ na rieSeni (vedeni) najvyznamnejsich vedeckych projektov alebo umeleckych projektov za poslednych Sest’ rokov.
Maximalne pit projektov.

1. | APVYV-0333-11 Elektromagneticka kompatibilita technologickych zariadeni v gumdrenskom priemysle,
2012-2015, zodpovedny rieSitel’

2. | VEGA 1/0963/12 Metédy validacie vybranych skusok elektromagnetickej kompatibility (EMC), 2012-2014,
zdstupca zodpovedného riesitela

3.

4.

S

IV.5S Vystupy v oblasti poznania prislusného studijného odboru s najvyznamnejsimi ohlasmi a prehl’ad ohlasov na tieto vystupy.
Maximalne piit’ vystupov a desat’ najvyznamnejSich ohlasov na jeden vystup.

Bittera, M., Smiesko, V., Kovdc, K.: Modified Uncertainty Estimation of Antenna Factor Measurement by

Standard Site Method. In: Measurement. - ISSN 0263-2241. - Vol. 45, Iss. 2 (2012), s. 190-198

Je citovany v:

1. Michaeli, L., Saliga, J.: Instrumentation for the Information and Communication Technology Era. In:
Measurement. - ISSN 0263-2241. - Vol. 45, Iss. 2 (2012), s. 145-147, Scopus, WoS

Hallon J., Bittera, M.: Directivity of capacitive clamp for EFT pulses injection. In Radioelektronika 2014 :
Proceedings of 24th International Conference. Bratislava, Slovak Republic, April 15-16, 2014. pp. 225-
228. ISBN 978-1-4799-3714-1.
Je citovany v:
1. Cui, Z., Sun, D., Mao, C.: MTL model of the capacitive pulse interference coupling equipment. In: Xi'an
Dianzi Keji Daxue Xuebao/Journal of Xidian University 44(2):140-144 and 150 - April 2017,Scopus
2. Hartansky, R.: Analysis of the general digital signals for EMC purpose, In: Przeglad Elektrotechniczny
92 (2), pp. 38-40, Scopus
3. Jia, C., Cao, S.: EFT research of SPI-DeviceNet protocol converter. In 2016 IEEE International
Conference on Mechatronics and Automation, IEEE ICMA 2016, s. 846-850, Scopus
4. Lambrecht, N. - Pues, H. — De Zutter, D. - Ginste, D.V.: A Circuit Modeling Technique for the 15O
7637-3 Capacitive Coupling Clamp Test. In: IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. -
ISSN 0018-9375. - Vol. 60, Iss. 4 (2018), s. 858-865

Bittera, M., Hartansky, R., Kovdé, K.: One Way to Provision of HF E-Field Sensor Isotropy. In:

Measurement Science Review. - ISSN 1335-8871. - Vol. 1, No. 1 (2001), s. 73-76

Je citovany v:

1. Hakim, BM., Beard, B.B., Davis, C.C.: Precise dielectric property measurements and E-field probe
calibration for specific absorption rate measurements using a rectangular waveguide. In: Measurement
Science and Technology. - ISSN 0957-0233. - Vol. 20 (2009), art.no.045702, CC, Scopus, WoS

Bittera, M., Kovac, K., Smiesko, V., Hallon, J.: Influence of directivity pattern of bilog antenna to radiated
EMI measurement uncertainty. In Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques,




COMITE 2008, Nr. 4569924

Je citovany v:

1. Song, J., Hui, HT., Sim, Z.W.: Faults Detection for Power Systems. In: IEEFE Transactions on
Electromagnetic Compatibility 57 (2), 6960031, pp. 158-163, Scopus

2. Roh, Y., Seo, K., Kim, N., et al.: A method for Wi-Fi radiation performance system with a non-signaling
mode emulator. In Source of the DocumentIEEE International Symposium on Electromagnetic
Compatibility 6931051, pp. 1012-1017, Scopus

Bittera, M., Smiesko, V., Kovdé. K., Hallon, J.: Document Directional properties of the Bilog antenna as a
source of radiated electromagnetic interference measurement uncertainty. In: IET Microwaves, Antennas
and Propagation, 4 (10), pp. 1469-1474

Je citovany v:

1. Feng, D., Lu, M., Lan, J., Sun, L.: Research on switching operation transient electromagnetic
environment of substations in a coal mine. In: Source of the DocumentlET Generation, Transmission
and Distribution, 10 (13), pp. 3322-3329, Scopus, WoS

2. Hartansky, R., Mierka, M., Vimpel, M.: Yagi-ude antenna as wifi electromagnetic source. In: Annals of
DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium, 27 (1), pp. 730-733, Scopus,

3. Marsalka, L.: Electromagnetic field properties influence by the changes of dielectric material constant.
In: Przeglad Elektrotechniczny, 92 (2), pp. 60-63, Scopus,

IV.6 Funkcie a ¢lenstvo vo vedeckych, odbornych a profesijnych spolo¢nostiach

Expert SNAS pre oblast — Elektrotechnika a Elektromagnetickd kompatibilita — od 2007

¢len odbornej hodnotitelskej komisie Zlaty ampér — od 2016

Skolitel pre doktorandské stidium v Studijnom odbore 5.2.54 Meracia technika — od 2013

Clen odborovej komisie doktorandského Studijného programu3.2.54 Meracia technika — od 2016
Clenstvo v programovom vybore medzindrodnej konferencie Measurement.- 2013

Vedici Simulacného pracoviska Konzultacno-poradenského pracoviska HIGH TECH Centra EMC —
20032011

V. Dopliiujuce informacie

V.1 Charakteristika aktivit sivisiacich s prislusnym $tudijnym programom

Podiela sa na vychove bakaldrov a diplomantov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

v réznych Studijnych programoch. Je skolitelom v PhD Studijnych programoch Meracia technika.

Je odbornikom v oblasti elektromagnetickej kompatibility, numerického modelovania vysokofrekvencnych dejov
a meracej techniky.

Okrem iného sa spolupodielal na:

- 1 vysokoskolskej ucebnice vydanej v zahrani¢nom vydavatelstve,

- 2 skript a 2 ucebnych textov,

- 13 realizovanych technickych rieseni a 24 realizovanych tiloh hospodarskej a podnikatelskej cinnosti.

V.2 DalSie aktivity

Prodekan FEI STU pre bakaldrske stiudium — 2015+2019

Vediici Oddelenia meracej techniky UE FEI STU — 20112016
Pedagogicky zéstupca Ustavu elektrotechniky FEI STU — 2011+2016
Clen Akademického sendtu FEI STU — 2012+2015,

Predseda Zamestnaneckej casti AS FEI STU — 2013+2015.
Hlavny koordindtor spoluprdce medzi CERN a FEI STU.

Datum poslednej aktualiziacie | 1.4. 2019




I. Zakladné udaje
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Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ustav elektrotechniky
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L4 E-mailova adresa: martin.tomaska@stuba.sk
I1. Informécie o vysokoSkolskom vzdelani a d’alSom kvalifika¢nom raste
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I11. Zabezpecované innosti

I11.1 Prehl’ad o vedenych zaverecnych pracach, ktoré boli obhajené

Bakalarske Diplomové Dizertacné
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I11.2 Aktualna pedagogicka ¢innost’

Programové prostriedky navrhu elektronickych obvodov, 1. stupen, predndsky, cvicenia
Pocitacovd analyza obvodov, 2. stupen, prednasky, cvicenia

111.3 Predchadzajuca pedagogicka ¢innost’
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Optické komunikacné systémy, cvicenia, 2. stupen, 1996 — 2000

Microwave Electronics / Microwave Engineering, predndsky a cvicenia v anglickom jazyku, 2. stupen, 1995-
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Mikrovinnd eletronika, cvicenia, 2. stupen, 1986 — 1998

Optoelektronika, cvicenia, 1. stupen, 1980— 1997

I11.4 Aktualna tvoriva ¢innost’

VEGA 2/0150/17 High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors
based on AlGaN/GaN, 2017-2019, zodp. rieSitel’ STU

APVV-15-0254 Development and implementation of analog integrated systems for ultra low-voltage
applications, 2016 — 2019, rieSitel’

VEGA 1/0905/17 Konverzia energie pre energeticky-autonomne systémy integrované na cipe, 2017 — 2020,
rieSitel’

APVV-14-0613 Sirokopdsmovy MEMS detektor terahertzového Ziarenia, 2015 — 2019, riesitel’

ESA Contract No 4000116936/16/NL/Nde Radiation Induced Terahertz Wave and Power Generation in
Magnetic Microwires, 2016 — 2018, rieSitel’

APVV-14-0716 Navrh, priprava a charakterizdcia materidlov a Struktir anorganicko organickej hybridnej
integrovanej fotoniky, 2016 — 2018, riesitel’

IV. Profil kvality tvorivej ¢innosti

1V.1 Prehl’ad vystupov

Celkovo Za poslednych Sest’ rokov
Pocet vystupov evidovanych vo Web of 28 4
Science alebo Scopus
Podet vystupov kategorie A 23 4
Pocet vystupov kategérie B 19




Pocet citacii Web of Science alebo
Scopus, v umeleckych studijnych
odboroch pocet ohlasov v kategorii A

23

19

Pocet projektov ziskanych na 6 2
financovanie vyskumu, tvorby

Pocet pozvanych prednaSok na 00
medzinarodnej/narodnej arovni

0/0

IV.2 Najvyznamnejsie publikované vedecké price, verejne realizované alebo prezentované umelecké diela a vykony. Maximalne

piit.

1.

RYGER, van - VANKO, Gabriel - HASCIK, Stefan - LALINSKY, Tibor - BENCUROVA, Anna - NEMEC,
Pavol - ANDOK, Robert - TOMAS’M, Martin. GaN/SiC based surface acoustic wave structures for
hydrogen sensors with enhanced sensitivity. In Sensors and Actuators A. Physical. Vol. 227, (2016), 5. 55-
62. ISSN 0924-4247 (2.499 - 2016).

LALINSKY, Tibor - HASCIK, Stefan - MOZOLOVA, Zelmira - BURIAN, E. - KRNAC, M. - TOMASKA,
Martin - S’KR[N[AROVA,, Jaroslava - DRZfK, Milan - KOSTIC, Ivan - MATAY, Ladislav. Mechanically
Fixed and Thermally Insulated Micromechanical Structures for GaAds Heterostructure Based MEMS
Devices. In Microelectronics International. Vol. 20, & 1 (2003), 5s.43-47.

LALINSKY, Tibor - DRZIK, Milan - TOMASKA, Martin - KOSTIC, Ivan - KRNAC, M. - HASCIK, Stefan -
MOZOLOVA, Zelmira - KLASOVITY, Michal. Coplanar Waveguides Supported by InGaP and
GaAs/AlGaAs Membrane-Like Bridges. In Journal of micromechanics and microengineering. Vol. 12, ¢. 4
(2002), 5.465-469. ISSN 0960-1317 (2002).

LALINSKY, Tib/ovr - VANKO, Gabriel - VINCZE, Andrej - HASCIK, Stefan - OSVALD, J. - DONOVAL,
Daniel - TOMASKA, Martin - KOSTIC, Ivan. Effect of Fluorine Interface Redistribution on Performance
of AlGaN/GaN HEMTs. In Microelectronic Engineering. Vol. 88 (2011), 5.166-169. ISSN 0167-9317
(1.557-2011).

IV/ANKO, Gabri;l - LALINSKY, Tibgf - HASCIK, Stefan - ]SYGER, Ivan - MOZOLOVA, Zelmira -
SKRINIAROVA, Jaroslava - TOMASKA, Martin - KOSTIC, Ivan - VINCZE, Andrej. Impact of SF6 Plasma
Treatment on Performance of AIGaN/GaN HEMT. In Vacuum. Vol. 84 (2009), s.235-237. ISSN 0042-207X
(0.975 - 2009).

IV.3 Najvyznamnejsie publikované vedecké prace verejne realizované alebo prezentované umelecké diela alebo vykony za
poslednych Sest’ rokov. Maximilne pit vystupov.

1.

Tomdska, Martin: High Temperature AIGaN/GaN HFET Microwave Characterization and Modeling
In: COMITE 2013 : Proceedings of 13th Conference on Microwave Techniques; Microwave and Radio
Electronics Week 2013, Pardubice, Czech Republic, 17-18 April 2013. ISBN 978-1-4673-5513-1
(Printed). - S. 129-131

RYGER, I, TOMASKA, M., VANKO, M., LALINSKY, T.: An AIGaN/GaN Based GHz-range Surface
Acoustic Wave Oscillator for Sensor Applications, Proceedings of 22" International Conference
Radioelektronika 2013, pp.279 — 282, Brno

Ivan Ryger, Gabriel Vanko, Tibor Lalinsky,Stefan Hascik, Anna Benciirovd,Pavol Nemec, Robert Andok,
Martin Tomaska: GaN/SiC based surface acoustic wave structures for hydrogen sensors with enhanced
sensitivity, Sensors and Actuators A 227 (2015) 55-62. http://dx.doi.org/10.1016/j.5na.2015.02.041 ,
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424715001375

TOMASKA, Martin. High Temperature AIGaN/GaN HFET Microwave Investigation. In ADEPT 2013 : st
International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies. Novy Smokovec, High
Tatras, Slovakia, June 2-5, 2013. 1. vyd. Zilina : University of Zilina, 2013, 5.40-43. ISBN 978-80-554-
0689-3.

Ivan Ryger, Gabriel Vanko, Tibor Lalinsky, Stefan Hascik, Pavol Nemec, Anna Bencurovd, Martin
Tomdska: The GaN/SiC heterostructure-based hydrogen SAW sensor operating in GHz range - In:
EUROSENSORS 2014. Brescia 2014

IV.4 Uéast na rieSeni (vedeni) najvyznamnejiich vedeckych projektov alebo umeleckych projektov za poslednych Sest’ rokov.
Maximalne pit projektov.

1.

VEGA 2/0150/17 High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure
sensors based on AlGaN/GaN, 2017-2019, zodp. riesitel’ STU

2. | VEGA 1/0905/17 Konverzia energie pre energeticky-autonémne systémy integrované na cipe, 2017 —
2020, riesitel’

3 APVV-14-0613 Sirokopdsmovy MEMS detektor terahertzového Ziarenia, 2015 — 2019, riesitel’

4. | VEGA 1/0839/12, Vysokoteplotnd mikrovinnd charakterizicia pokrocilych polovodicovych prvkov, 201 2-
2015, zodpovedny rieSitel’

5. | APVV-104-10 Getratron, Vivoj novej generdcie III-N tranzistorov s vysokou pohyblivostou elektronov,

2011-2014, zodp. riesitel’ STU

IV.5S Vystupy v oblasti poznania prislusného studijného odboru s najvyznamnejsimi ohlasmi a prehl’ad ohlasov na tieto vystupy.
Maximalne piit’ vystupov a desat’ najvyznamnejSich ohlasov na jeden vystup.
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http://www

Ivan Ryger, Gabriel Vanko, Tibor Lalinsky,Stefan Hascik, Anna Benciirovd,Pavol Nemec, Robert Andok,
Martin Tomaska: GaN/SiC based surface acoustic wave structures for hydrogen sensors with enhanced
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424715001375

Je citovany v:
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of Top-Gate In-Ga-Zn-O Thin-Film Transistor , (2017) IEFEE Transactions on Electron Devices

Drmosh, Q.A., Yamani, Z.H.: Hydrogen sensing properties of sputtered ZnO films decorated with Pt
nanoparticles, (2016) Ceramics International

Ayesh, A.1.: Linear hydrogen gas sensors based on bimetallic nanoclusters, (2016) Journal of Alloys and
Compounds

Yun, D.-J., Seo, G.-H., Lee, W.-H., Yoon, S.-M. “: Improvement in Sensing Responses to Ammonia Gas for
Gas Sensors with Separately Designed Sensing Element Using ALD-Grown ZnO Nanoparticles and Read-
Out Element of Top-Gate In-Ga-Zn-O Thin-Film Transistor , IEEE Transactions on Electron Devices
2017, 64(5), 7883814, pp. 2350-2356

Vanko, G., Lalinsky, T., Hascik, S., Ryger, 1., Mozolovd, Z., Skriniarovd, J., Tomadska, M., Kostic, L,
Vincze, A. Impact of SF6 plasma treatment on performance of AIGaN/GaN HEMT, (2009) Vacuum, 84
(1), pp. 235-237

Je citovany v:

Tzou, A.-J., Hsieh, D.-H., Chen, S.-f., (...), Chang, C.-Y., Kuo, H.-C.: Non-thermal alloyed ohmic contact
process of GaN-based HEMTs by pulsed laser annealing, Semiconductor Science and Technology, 2016,
31(5),055003

Du, Y.-D., Han, W.-H., Yan, W., Yang, F.-H.: Impact of CHF 3 plasma treatment on AIGaN/GaN HEMTs
identified by low-temperature measurement. Chinese Physics Letters 2014, 31(4),048501

Lee, N.-H., Lee, M., Choi, W., (...), Choi, S., Seo, K.-S. Effects of various surface treatments on gate
leakage, subthreshold slope, and current collapse in AIGaN/GaN high-electron-mobility transistors
Japanese Journal of Applied Physics, 2014, 53(4 SPEC. ISSUE),04EF 10

Zhang, H.Y., Yang, XM, Yu, T, (...), Zhuge, L.J., Wu, X M. Role of high-frequency power in C4 F8 dual-
frequency capacitively coupled plasmas treating high-k HfO?2 films, Journal of Physics D: Applied Physics,
2013, 46(43),435102

Bisi, D., Meneghini, M., Stocco, A., (...), Zanoni, E., Meneghesso, G Influence of fluorine-based dry
etching on electrical parameters of AIGaN/GaN-on-Si high electron mobility transistors, European Solid-
State Device Research Conference, 2013, 6818819, pp. 61-64

Wang, Y., Chen, Y.-T., Xue, F., Zhou, F., Lee, J.C.  Effects of SF6 plasma treatment on electrical
characteristics of TaN-AI12 O3 -InP metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, Applied Physics
Letters, 2012, 101(6),063505

Hirose, M., Takada, Y., Matsushita, K., Takagi, K., Tsuda, K.: 31 GHz power characteristics of GaN
HEMTs with slightly etched AlGaN layer at ohmic contact, 2012, Physica Status Solidi (C) Current Topics
in Solid State Physics, 9(2), pp. 369-372

Wang, Y., Chen, Y.-T., Zhao, ., (...), Zhou, F., Lee, J.C. Impact of SF6 plasma treatment on
performance of TaN- HfO2 -InP metal-oxide-semiconductor field-effect transistor, Applied Physics Letters,
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98(4), 043506 2011

Paszkiewicz B., Tomaska M., Krnac M., Kovac J., Szreter M., Boratynski B.: Measurements of high-speed
MSM photodetectors, MIKON 2000, 2, art. no. 914033, pp. 711-714,

Je citovany v:

Zhu, N.H., Shi, Z., Zhang, Z.K., (...), Li, W., Li, M.: Directly Modulated Semiconductor Lasers, IEEE
Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2018, 24(1),7972948

Tomdska, M., Lalinsky, T., Vanko, G., Misun, M.: High frequency characterization and properties of
AlGaN/GaN HEMT structures, ASDAMZ2008, art. no. 4743351, pp. 331-334.

Je citovany v:

Jiang, C., Liu, T., Du, C.: ,Piezotronic effect tuned AlIGaN/GaN high electron mobility transistor, (2017)
Nanotechnology

Lalinsky T., Vanko G., Vincze A., Hascik S., Osvald J., Donoval D., Tomaska M., Kostic I.: Effect of
fluorine interface redistribution on performance of AlGaN/GaN HEMTs, (201 1) Microelectronic
Engineering, 88 (2), pp. 166-169.

Je citovany v:

He, Y., Mi, M., Zhang, M., (...), Ma, X., Hao, Y.: Influence of thermal annealing on AIGaN/GaN HEMT by
fluorine plasma treatment, 2016 International Forum on Wide Bandgap Semiconductors China, IFWS
2016 - Conference Proceedings, 2017, 7803772, pp. 116-119

Loghmany, A., Valizadeh, P.: Alternative isolation-feature geometries and polarization-engineering of
polar AlGaN/GaN HFETs, Solid-State Electronics 2015, 103, pp. 162-166

Bisi, D., Meneghini, M., Stocco, A., (...), Zanoni, E., Meneghesso, G.: Influence of fluorine-based dry
etching on electrical parameters of AIGaN/GaN-on-Si high electron mobility transistors, Furopean Solid-
State Device Research Conference 2013, 6818819, pp. 61-64

Ketteniss, N., Behmenburg, H., Hahn, H., (...), Heuken, M., Vescan, A.,: Quaternary enhancement-mode
HFET with in situ SiN passivation, IEEE Electron Device Letters 2012, 33(4),6158571, pp. 519-521

IV.6 Funkcie a ¢lenstvo vo vedeckych, odbornych a profesijnych spolo¢nostiach

V. Dopliiujuce informacie

V.1 Charakteristika aktivit sivisiacich s prislusnym $tudijnym programom

V.2 DalSie aktivity

Vvskumné pobvty a stdze na zahranicnych pracoviskdch:

19911993 13 mesiacov vyskumného pobytu v ramci projektn EU TEMPUS JEP 1565 na KIHWV Oostende, Belgicko,
vyskum v oblasti ndvrhu mikrovinnych integrovanych obvodov.

1997 2 mesiace vyskumného pobytu v rdmci grantu DAAD na pracovisku Forschungszentrum Juelich,
Nemecko, vyskum v oblasti mikrovinnej charakterizdcie optoelektronickych prvkov.
Datum poslednej aktualiziacie | 1.4.2019
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